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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CE! afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent

étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the

publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC

dans |l¢s documents ci-dessous:

¢ | Bulletin de la CEI

¢ | Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e | Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Ternjinologie

En ce|qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
nationgl/ (VEI), qui se présente sous forme de ¢ pltres
sépards traitant chacun d'un sujet défini.
complé¢ts sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL

cation| ont été soit tirés du
approyvés aux fins de cette publication:

Symboles graphique

Pour I¢s symboles 3
signes| d'usage général’ gp

consultera:

et pour les appareils électromédicaux,

équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de ia CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

National Commitiees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

IEC 50:
which is
yf separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be

. See also the IEC Multilingual

ve been

S and definitions contained in the preF nt publi-
ation.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in plectrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for |use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrafns;

and for medical electrical equipment,

= : ; omedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ELECTRIQUES

Dix-neuviéme partie: Spécification particuliére cadre:
Relais électromécaniques de tout-ou-rien, soumis au régime d’assurance de la qualité
Programmes d’essai 1, 2 et 3

PRIEAMBMILI
INLAIVIDULL
éparés-pap des Comités
dans' la| plus grande

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions technigques, p

mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées pitds nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CET exprime le s i iongux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CE], daps la miesyre.qu nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEJ %t a_régle nafi Hoit, dans la

La présente norme a été établie par le Sop u Comité

d[Etudes ne 41 de la CEI: Relais glectrique
Des projets furent discutés lors de [aréuhion i e réunion,
un projet, document 41A(Bureau Central)16; {u * nationaux
spivant la Régle des Six Mois en ogtobre 19815
, i- se spnt prononcés explicitement en faveur de la

Italie

Japon

Pays-Bas
Pologne
Royaume-Uni
Suéde

Suisse
Tchécoslovaquie
Yougoslavie

Le muméro Q€ qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le quméro de
bécification dans le Systéme C E1 d’assurance de la qualité des composants électroniqugs (IECQ).

[%]

Le Comité d’Etudes ne 41 a décidé de classer ses publications suivant une structure a plusieurs
niveaux:

Niveau I: Normes a caractére général.

Niveau II: Normes génériques concernant, en tout ou partie, une famille de relais.

Niveau III: Normes applicables, en tout ou partie, & un groupe déterminé de relais.

Niveau IV: Prescriptions particuliéres ou spécifications concernant un type (ou modele) détermine
de relais.

Cette norme est une spécification de niveau IV.


https://iecnorm.com/api/?name=9502159f8f6e9f5de6914b99a10f6ef1

255-19-1

1) The fo

the Natfional Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an nterdatio

consen
2) Theyh
sense.

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all
the texf{ of the IEC recommendatlon for their national rules inso far as national co dlthl’lS )

in the 1

This standard has been prepared by Sub-Com
Technicdl Committee No. 41: Electrical Re

Draftg were discussed at the meeting held in

Docume
the Six N

The Nati i of t Shal %es voted explicitly in favour of publicatid

The QC number tha

in the I']
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL RELAYS

Part 19: Blank detail specification:
Electromechanical all-or-nothing relays of assessed quality
Test schedules 1, 2 and 3

EOREMIORTE
T e Yo

al decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Copfimitiees on which

us of opinion on the subjects dealt with.
pve the form of recommendations for international use and they are accepted by the

htter.

PREFACE

ht 41A(Central Office)16, was submi

Japan
Netherlands

Poland

South Africa (Republic of)
Sweden

Switzerland

United Kingdom
Yugoslavia

F € Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

all
hal

hat

bpt

nce
ted

dppears on the front cover of this publication is the specification number

Technical Committee No. 41 has decided to classify 1fs publications on a nierarcnical basis:

First level: General standards.

Second level: Generic standards relating wholly or partly to a family of relays.
Third level: Standards applicable wholly or partly to a particular group of relays.
Fourth level: Particular requirements or specifications relating to a specific type (or pattern) of relay.

This standard is a fourth-level specification.
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RELAIS ELECTRIQUES

Dix-neuvieme partie: Spécification particuliére cadre:
Relais électromécaniques de tout-ou-rien, soumis au régime d’assurance de la qualité
Programmes d’essai 1, 2 et 3

1.
iniques de
qualité.
2
g @ ser et la disposition a puivre lors
de la préparation de spécifications particuli¢xes pour refais €lectromécaniques de tofit-ou-rien.
3

F1: Relais électriques, Septiéme partie: Méthodes d’gssai et de
clectromécaniques de tout-ou-rien (spécification générique)

5510 de la CEI: Relais électriques, Dixieme partie: Application c:rx systéme
S i out-ou-rien.
ation 255-19 de la CEI: Relais électriques, Dix-neuviéme partie: Spgcification
intermédidire pour relais électromécaniques de tout-ou-rien, soumis au régime d’asjurance de
la qualité.

Pubiication 445 de la CE 1. Alimentations stabilisees a usage de mesure.

Norme ISO 2015: Numérotage des semaines.
Tout document auquel une référence directe est nécessaire et qui n’est pas cité par ailleurs.

4. Diversité des spécifications particuliéres

Une spécification particuliére doit couvrir uniquement des relais de modéles associables
(voir Publication 255-19 de la CEI).
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ELECTRICAL RELAYS

Part 19: Blank detail specification:
Electromechanical all-or-nothing relays of assessed quality
Test schedules 1, 2 and 3

SECTION ONFE — GENERAI

1. Scope

This blank detail specification applies to electromechanic
schedules 1, 2 and 3 of assessed quality.

2. Object
This blank detail specification gives the tests t¢ be\uséd/a : En
preparing detail specifications for eleGtro inp . es
are|defined, and the relationship to each other g i
such relays in I E C Publication 255-19/which se 9 i icatipn

253-7 in accordance with I E C Publica

3. Related documen
IEC Publicatio@ it
Gujdance.
IEC Publication 2 ectrical Relays, Part 7: Test and Measurement Procedures for
Elegtromechaniea ‘ ing Relays (Generic specification).
I EC Pablication 25310y Part 10: Application of the I E C Quality Assessment System to Alll-
or-nothing Re

IEC Publgati 5-19: Part 19: Sectional Specification for All-or-nothing Relays |of
Asgessed Quaht N

nental Testing Procedures, Part 1: General and

IE Pubhloagtion 442. Qrotbligod Qoo A rnaors e for NMao ASHFement:

T OUITCAa IO rro, otaoltrzeTr uuyl.u] TXpPParatay ToFrvreastufremnen

ISO Standard 2015: Numbering of weeks.
Any document to which direct reference is needed and which is not quoted elsewhere.

4. Diversity of detail specifications

One detail specification shall only cover structurally similar relays (see TEC
Publication 255-19).
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5. Identification des spécifications particuliéres
Chaque spécification particuliére doit étre identifiée par un numéro C E1, la date d’édition

et, compte tenu des programmes d’essai donneés ci-apres, etre conforme a la Publication 255-10
de la CEI

6. Programmes d’essai dans les spécifications particuliéres

Les programmes d’essai doivent, au minimum, contenir les essais indiqués comme étant
obligatoires (M) dans la section deux de cette spécification, compte tenu des propriétés du

h A ] +£4 : | s v x| £ = A e 12 B d 1
IvIals VCUILILUILIV, UL Sa La L\ué\)l IV UL LULILALL,  ULo 11UV UMULLLIVLS  Udlls 1 dLlIIVAL e a

Publication 255-10 de la CEI, et compte tenu de ’annexe A de la'Publication 25$5-19 de Ia
CEI Les méthodes d’essai peuvent étre complétées et les essais'n ¢

dela CEI1
34is peuvent

doit étre

/. Meéthodes d’essai non harmonisées

brmes, des
rcifiés dans

1

pécificat enerique). _
- ués somme étant non harmonisés et leur dlescription

k oit pour des raisons techniques, soit 4 cause d’une gpplication
ais\décris dans la spécification particuliére, cette derniére doit définirclairement

Les programmes d’essai 1, 2 et 3 pour le contrble de conformité de la qualité $ont inclus
respectivement dans les tableaux I, III et V de la présente spécification. L’ordre des essais a
I'intérieur des sous-groupes de ces tableaux devra, en général, étre approprié a la séquence a
effectuer; cependant, la spécification particuliere doit indiquer 'ordre obligatoire en tenant
compte de la nature des relais a essayer. Les essais & ajouter en plus de ceux qui sont énuméres
dans les tableaux I, III et V doivent étre placés dans les groupes et sous-groupes appropries
et a la place appropriée a I'intérieur de ces sous-groupes.

Lors de Pattribution des niveaux de contrdle et de qualité acceptable, les niveaux de contrdle
donnés sous le titre de chaque sous-groupe doivent étre utilisés, et les niveaux de qualité
acceptable doivent étre & I'intérieur du domaine donné.
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5. Identification of detail specifications

Identification of each detail specification shall be provided by an I E C number, date of issue
and, regarding the test schedules, in accordance with 1 E C Publication 255-10.

6. Test schedules in detail specifications

Test schedules shall, as a minimum, contain the tests marked as mandatory (M) in Section
Two of this specification, considering the properties of the relay concerned, its contact

ca

eoory, and the notes in Appendix B of 1 E C Publication 255-10 and Appendix A of IEC

Pul
(R
eit

blication 255-19. The test procedures may be extended, and tests marked, a

negessary, under the conditions of Clauses 7 and 8.

rel

7. Non|

SPS
Spq

shs

8. Alte

]
ent
de

whi

Any test or test procedure laid down in a detail specificati

hy(s) covered by that specification.

tharmonized test procedures

cification).

Buch tests shall be clea

A reasons or because of special application) to the re
sation, the latter shall set out clearly the various amendme

an

[est schedules 1, 2 and 3 for quality conformance inspection are contained in Tables I,
Tespectively. 1he order T - "

he

ric

nut

¢ generic specification relative to inspection are got

ay
nts

(11

n

general, be appropriate for their sequence when performed, but the detail specification shall
specify the mandatory order considering the nature of the relays to be tested. Tests to be added
to those listed in Tables I, III and V shall be arranged in the suitable group and sub-group,
and at the appropriate place within such sub-group.

When assigning IL- and AQL-notations, the IL values given under the heading of each sub-
group shall be used, and the AQL values shall be within the given range.
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10. Essais d’homologation

Si la méthode 1 décrite a Tarticle 4 de la Publication 255-10 de la CE1 est applicable, le
programme d’essai doit étre conforme aux tableaux II, IV et VI de la présente spécification
et étre en accord avec le programme utilisé pour le contréle de conformité de la qualité.

La spécification particuliére doit indiquer également le nombre d’échantillons et le nombre
de défectueux toléré qui lui est associé. Les rubriques des tableaux II, IV et VI indiquent des
effectifs d’échantillons minimaux, en considérant que la confiance dans les résultats des essais
d’homologation ne dépend pas uniquement de considérations statistiques mais devra
également tenir compte des données techniques globales et du cofit des essais. Un effectif
d’échantillon minimal de cinq individus par groupe d’essai plus un individu pour le
remplacement d un relais defectueux, ¢ est-a-dire acceptation pour elais defecfueux, peut
étre approprié dans la plupart des cas pour former des groupes d’¢ i hdis que la

¢ cceptation

sans défaut.

r tous les
S groupes

Pour le tableau II, par exemple, 18 individus seron

itg toléré du
I’acheteur.

¢ des essais
e examinés

T1
90}

[

€s et leurs
emplis conformément aux rubriques des tableaux de la présente
ieu, les rubriques doivent tenir compte de la section un de la présente
icles appropriés des Publications 255-7 et 255-10 de la QEI. 1 est
¢daction d’une spécification particuliére est la tdche d’un ingénjeur ayant

Abréviations

Les abreéviations placées en téte des lignes des colonnes intitulées «conditions d’essai» et
«limites des dérives tolérées» ont la signification suivante, conformément aux Publications
255-7 et 255-10 de la CEI:

essal obligatoire

essai recommandé

, R: de méme que ci-dessus, mais voir restrictions dans les Publications 255-7 et
255-10 de la CEI

indiquer si exigé

indiquer si applicable

xt ErPR
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10.

1.

12.

Qualification approval tests

When Method 1 of Clause 4 of T E C Publication 255-10 applies, the test schedules shall be
as shown in Tables II, IV and VI of the present specification and shall be consistent with that
used for quality conformance inspection. ’

The detail specification shall also state the sample size and the associated permissible
number of defectives. The entries in Tables II, IV and VI indicate minimum sample sizes,
taking into account that the confidence in the results of the qualification approval tests cannot

“only be derived from statistical considerations but should also pay regard to the overall
technical information and the cost involved in the tests. A minimum sample size of five
spec1mens per test group plus one spec1men for replacement of one defective relay, le.

1| rc

] Fficie g p C
Puplicati , initing qual ling plan shall
be 5 ] <

¢ n
ap d
spgci
Ge

g
sh bre
rel i he
ap e clauscs ‘of I Publications 255-7 and 255-10. It should be understood that
wrjti il ¥ ec1ﬁca onis the task of an engineer who is well aware of these specificatigns

anfl o

Symbols

The symbols in front of the lines of The columns f0f CONdITons of Test amd performance
requirements denote, in accordance with I EC Publications 255-7 and 255-10:

M mandatory test
R: recommended test
M, R: as above, but see restrictions in I E C Publications 255-7 and 255-10
state if required
state if applicable

X +
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13.  Premiére page

Les rubriques exigées sur la premiére page, pour lesquelles les nombres cerclés
correspondent a ceux qui figurent au paragraphe 13.4, sont les suivantes:

13.1  Identification de la spécification particuliére

® Le nom de 'Organisme national de normalisation responsable de la rédaction de la
spécification particuliére.

@ Le numéro CEI de la spécification particuliére cadre correspondante.

® Le numéro et I'édition de la spécification générique nationale.

@ 1 e numéro national de la spécification particuliere la date d’6di

onal.

formations

exigées par le systéme nati

3.2 Identification du composant

® Une breve description du type du relais, nécessaire
® Information relative 4 une construction spéciale (si g

Application et programme d’essai.

Note. — L’ordre de classement des programmes d spécification

intermédiaire Publication 2

® Données de référence des

13.3  Exemple de données de référé

Données de référence

Cette informati

1) Bo@e
Tensign de Bebin N Résistance . . Code de

mbre de AnG Tension d’essai X
( tours a20°C ariante
(coyrant conginu) Q) (kV) de bobine
\6 \) 545 3,1 70
2 1090 14,7 71

2,5

4 2180 58 ’ 72
2 20000 5000 78

2) Contacts

Courant Tension Pouvoir Tension
Type continu de circuit de coupure/ dessai Code de
de contact ouvert de fermeture contact
A) V) W) (kv)
1 travail 15 1000=/2200~ 1A
2 travail 10 440=/ 25 2A
1 a 2 directions 10 380~ i 1C
2 a 2 directions 10 600=/1500~ 2C

3) Domaine de température: 0°C ... +40°C
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13.

13.1

13.2

13.3

Front page

The entries on the front page shall be as follows. The circled numbers correspond to those
in the layout of Sub-clause 13.4.

Identification of the detail specification

® The name of the National Standards Organization under whose authority the detail
specification is drafted.

® The 1EC number of the relevant blank detail specification.
® The number and issue of the national generic specification.

® The national number of the detail specification, date of issue and further information
required by the national system.

Idantification of the component

® A short description of the type of relay as necessary for its identificatio
® Information on its particular construction (where applicablg).

@ OPutline drawing and/or reference to the relevant documer suthnes,*Alternatively, this
rawing may be given in an appendix to the detail specifieati

Application and test schedule.

Notd — The order of ranking of the test schedules is as give 2 of Appendix A of the sectioral
specification, I E C Publication 255-19.

E

&
3
=
(4
]
=
3
=
~
()
=
o
[0
S
b 3
R
hy
3
179
()
=
Ty
[
.
3
a »

Reference data

—~

his information 1

1) Coil 0

Coil voltag mber’o R;s1zs(t)aoncce Test voltage Coil variant
(v d.c) tugns ) (kV) code

6\ 45 31 70
{090 147 ) 71
2180 58 ' 7

22 \ 20000 5000 78

2) Contacts

Continuous .
Type contact Opf;g;cezmt Maé(g&; r:rak Test voltage Contact
current code
(A) ) (W) (kV)
1 make 15 1000=/2200~ 1A
2 make 10 440 =/ 5
1 change-over 10 380~ - 1C
2 change-over 10 600=/1500~ 2C

3) Temperature range: 0°C ... +40°C
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13.4  Disposition de la premiére page des spécifications particuliéres

®© Page: CEI ®
De: 1re édition
® @
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: REIAIS DE TOUT-OU-RIEN @
TYPE(S):
CONSTRUCTION:
®

Wm:

é/z 6
(Dessin d’encombrement) &
I\ Programme d’essai: x (ou x fvec additions)

Donhées de référe ®
n-est pas

Cettp information

S

qle.

14. Documents de référence

14.1 Publication 255-7 de la CEL ainsi que les autres publications auxquelles il est fait référence
dans la présente spécification (indiquer, si approprié, les autres publications).
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13.4  Layout of the front page of detail specifications

® Page: IEC

Of: Issue 1

DETAIL SPECIFICATION FOR: ALL-OR-NOTHING RELAY
TYPE(S):
CONSTRUCTION:

(Outline drawing)
m > Test schedule: x (or x with additions)
AN O\

Reference datd \\>
on is not for inspécs 0SES)

This informat

14. Related documents

14.1 T1EC Publication 255-7, and further publications referenced therein (state, as appropriate,
further related documents).
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15. Valeurs caractéristiques

(indiquer conformément a la Publication 255-1-00 de la CEI)

16. Formation des lots de controle

(indiquer si applicable)

17. Intervalles entre les essais

(a indiquer pour le groupe C)

1B. Homologation

(préciser la méthode 1 ou 2 de ’article 4 de la Public 5-1dela §Elet, dansle premier

cas, se reporter respectivement aux tableaux II

ordre des

rticuliére,

date de fabrication, précisant au moins le mois, conformément a la Norme

ISO 2015, s’il y a lieu

— (toute indication nnmn‘émgmm nécessaire)
AN i 7

20.2  Emballage

— référence de la spécification particuliére

— marque de fabrique ou nom du constructeur
—- code de désignation du modéle

-— code de désignation du lot du constructeur
— quantité

—- (toute indication complémentaire nécessaire)
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I5.

16.

17.

18.

19.

19.1

19.2

20.

20.1

20.2

Characteristic values

(state in accordance with 1 E C Publication 255-1-00)

Formation of inspection lots

(state as applicable)

Intervals between tests

(stqte for Group C)

Quglification approval

(stdte Method 1 or 2 of Clause 4 of I E C Publication 25510\
Tables I, IV or VI respectively)

t case, refer

Quglity conformance inspection

With the exception of Sub-group AO,\where 3
order of tests is mandatory.

Samples subjected to dé¢

— [relay typeycode
— kodedwdate ofwmpafiufacture, at least to the nearest month, in accordance with ISO Standa
2015-f appropriate

rd

— {any further necessary marking)

Packages

— detail specification reference

—— trade mark or manufacturer’s name
— relay type code

— manufacturer batch identification code
— quantity

— (any further necessary marking)
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21. Programmes d’essai
TABLEAU 1
Programme d’essai 1
Prescriptions pour le contrdle de conformité de la qualité
Essai Examen Conditions dessai Limites des dérives
o ou Se référer a l'article ou au paragraphe dela | NC |NQA tolérées
' essai Publication 255-7 de la CE1
Contréle de conformité de la qualité
Prescriptions
YAERN
Conditions normales d’essai
Applicable a tous les essais, sauf prescription contraire /\ x
Indiquer d’aprés le paragraphe 16.7 de la /\
Publication 255-7 de la CEL: x
+ 1) Conditions atmosphériques (1) ¥éir Publication 68-1
N\ dela CE II
+ 2) Propriétés de la source d’ali it \ ) Voir Publication 443
et de ses connexions dela CEIL
+ 3) Nettoyage et/ou réglage fava i \
4) Instructions de mo e\
+5) Apphcak\n de ce ondjti
Groupe A contrdle gen al Cas speczal
Sous-groupe A0 il
Pour tous les essais dece so?g% NQA 0,065 ... 0,25 ... 0,65
1 Controle, visusl, et 2) Présent et lisible
marquage
2 Esszgs\f%tio%\/ ré 4.3: Fonctionnement correct
nels valetics d ction et de reldchement,
itionnement, polarité
r relais a Iétat neuf
6) tation magnétique
X Q) modalités de contrdle
Mndiqucr d’aprés 20.2: Ni perforation,|ni
1) bornes contournement
2) paramétres de tension + courant de fpite maxi-
3) durée mal
4 Herméticité M Indiquer d’apres 31.2.2: Méthode 1:
1) méthode pas de fuite yisible
3) _mise saus prpssinn et _méthodes de Meéthodes 2 et B:
nettoyage taux de fuite admissible
x 4) détails relatifs a la méthode 3
Sous-groupe Al NC: I
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA: 0,4 ..10...4
5 Résistance de la M Indiquer d’apres 19.1.3: I Limite(s) de la(des) résis-

bobine en
courant
continu

+ 2) température de référence
x 3) coefficient de température
x 4) précautions

tance(s) de la bobine

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

(Suite du tableau en page 20)
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21. Test schedules

TABLE 1

Test schedule 1
Quality conformance inspection requirements

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL {AQL requirements
: test Publication 255-7 4

Quality conformance inspection

H +
NCGERHTements

Standard conditions for testing
Alpplicable to all tests unless otherwise specified

+ 2) Properties of supply and connections < IE € Publication

A AN
From Sub-clause 16.7 of IEC Publication \/
255-7 state
+ 1) Atmospheric conditions < (1 e-NE C cation
68-1
\\(

+ 3) Cleaning and/or adjustment before test

4) Fixing instructions
+ 5) Application of these condition(\ /‘

Gropip A inspection
Subtgroup A0

For|all tests in this sub-group(\

1 Viisual inspec-
tion, marking

2 Functional test<

Present and legible

Correct functioning

3 Dliclectric test No breakdown, no flash-

\ over
voltage parameters + maximum leakage cur-
3) duration rent
4 Sgaling \MState from 31.2.2: Method 1:
1) method no visible leakage
3) pressurizing and cleaning Methods 2 and 3:

maximum leakage rate
x 4) details of Method 3

Sub-group Al IL: I
For all tests in this sub-group AQL:04..10..4
5 D.C. coil resis- M State from 19.1.3: I | Resistance limit(s) of the
tance + 2) reference temperature coil(s)

x 3) temperature coefficient
X 4) precautions

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13. (Table continued on page 21)
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TABLEAU I (suite)
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Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
1o ou Se référer a Iarticle ou au paragraphe dela | NC {NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CE1
6 Impédance de M Indiquer d’aprés 19.3.3: I Limites de 'impédance ou
la bobine 1) méthode de la consommation
3) valeur d’alimentation
+ 4) tension d’essal
+ 5) autre méthode
7 Essais fonction- M Indiquer d’aprés 24.3: I Fonctionnement correct
nels Essai n° @
Sous-groupe A2 NC: S 4
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA: 04 ...10..4
yanN
8 Vérification des R Indiquer d’aprés 17.7: S4 leragces
dimensions 1) dimensions
+ 2) lignes de fuite et distances d’isolement
dans lair /\
~N
Sous-groupe A3 NC: \
Pour tous les essais de ce sous-groupe NAQ: M
9 Controle visuel, M Indiquer d’aprés 17.7: I \,.) a) pas de bruit pudible*
autre que b) conditionnement, fini-
marquage tion et exécufion satis- -
faisants
‘¢) indiquer les dliétails des
résultats
Groupe B
Sous-groupe B2
Pour tous les esr%d ce SOus-groupe
10 Humidi Aucune, mais lep mesures
in % finales sont applicables
11 Soudabpilit¢ Aucune, mais lep mesures
Essai \ (D) finales sont applicables

VAN

méthodes de vieillissement

12

sures}NeS

>eontrole
visuel

Mler les conditions appropriées et les prescriptions de fonctionnement applicables aux

essais ci-dessus, d’aprés les suivantes:

Indiquer d’apres 17.7:
+ 3) conditions visuelles
propriétés a vérifier
a) marquage et identification
b) boitier correct

— résistance de
la bobine en
courant
continu

— autres mesures
finales

Méme NQA] a) présent et lisjble
que pour b) condition a femplir
I’essai ¢) critére de mquillage
ci-dessus

X ¢/ Touiltage par 1 alifage de soudure

Indiquer d’aprés 19.1.3:
Essai ne

Limite(s) de la résistance
de la(des) bobine(s)

+ Indiquer toutes les conditions

Indiquer les résultats
exigés

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

* Autre que le bruit normal de la structure
(Suite du tableau en page 22)
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TABLE I (continued)

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requirement
: test Publication 255-7 q s
6 Coil impedance M State from 19.3.3: I Impedance or burden
: 1) method limits
3) energization value(s)
+ 4) test voltage
+ 5) alternative procedure
7 Functional tests M State from 24.3: 1 Correct functioning
Test No. @
Sul-group A2 iL: S 4
Foq all tests in this sub-group AQL:04 ... 1.0 ...
8 (heck of R State from 17.7: S4 erances
dimensions 1) dimensions
+ 2) creepage distances and clearances

SubBl-group A3
Foi

all tests in this sub-group

IL:
AQL: 04 ..

&\N

9 VYisual inspec-
tion other
than marking

M State from 17.7:
+ 3) visual conditions
+ 4) shaking of the re

+

workmanship to be
satisfactory
state details of results

audible noise*
N

condition, finish and
j\/ c)

Grqup B

Subl-group B2
For

all tests in this sub-g

10 Ipternal mois- R \State fro 4 S3 None, but final measure-
ture < energiZatiornvalu ments apply
/\Q emperature
i1 Solderability - S3 None, but final measure-
Test 1 (D) ments apply
Hinal \§{ate the\app/opriate conditions and performance requirements applicable to the test
above, from the following:
12 — visual inspecs State from 17.7: Same a) present and legible
tion -5 3) visual conditions AQL as b) condition to be satis-
properties to be checked for the factory
a) marking and identification test above | ¢) wetting index
b) correct housing
X ¢/ soider welting
— d.c. coil State from 19.1.3: Resistance limit(s) of the
resistance Test No. ® coil(s)
— other final + State all conditions State required results
measure-
ments

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

* Except that due to the normal structure
( Table continued on page 23)
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Les niveaux de contrdle (NC) et les niveaux de qualité acceptable (NQA) ne sont donnés ici que comme guide.
Au lieu des valeurs de NC et de NQA, la spécification particuliére doit indiquer pour chaque sous-groupe:

1) Périodicité des essais
2) Nombre de relais a essayer
3) Nombre permis de défectucux

Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
o ou Se référer & Iarticle ou au paragraphe dela | NC |NQA tolérbes
essai Publication 255-7 de la CE! oleree
Groupe C

Sous-groupe C2

Pour tous les essais de ce sous-groupe

NC: S3

NQA: 04 ...

10 .. 4

¥

électrique (D)

13 Essai de rigidite M Indiquer d’apres 20.2: S3 o | hi
diélectrique Essai n° (3) t
Bornes non essayées en A0 /\ lite maxi-
Sous-groupe C3 NC: \
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA: 0,65 .S ... : :
14 Vérification des R Indiquer d’apres 17.7: \S< Tolérances
dimensions 1) dimensions (seulement cellg§ ™ no
encore controlées en
+ 2) lignes d ulte et di nc isofem
dans R
Sous-groupe C4 Les essais de ce squs-groupe
Pour tous les essais de ce sous-grou sont destructifs (1))
15 Endurance S2

N

R Indlquer (QS Wﬂ 6
su.
T

’apre 4

7) vateur d’alimentation
nombre de manceuvres & I’heure et
facteur de marche
+ 9) dispositifs de protection
+ 10) équipement de contréle et calibre du
fusible
11) charge(s)

Pour 41.4 (Catégorie 0)
Indiquer d’apres 41.4.2:
contact(s) 4 essaver

Méthode 1:
nombre tolérd de
défauts, critérg de défaut

Méthode 2:

critére de défdut

Nombre toléré de défauts,
le critere étant:

2) valeur d’alimentation
3) nombre de manceuvres a lheure et
facteur de marche
4) nombre de manceuvres ou durée
S) résistance du circuit de contact
indiquer d’aprés 23.2:
(voir essai n° ¢®)
+ 6) température
+ 7) mesures intermédiaires; indiquer
toutes les conditions

Résistance maximale du
circuit de contact

Mesures intermédiaires:
indiquer les résultats

exiges

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

( Suite du tableau en page 24)
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TaBLE I (continued)
Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL [AQL requirements
’ test Publication 255-7 q
Group C

for each sub-group:

1) Periodicity of tests

2) Number of relays to be tested
3) Number of defectives allowed

Subpgroup-C2

11

IL and AQL are given here only as a guide. Instead of IL and AQL values, the detail specification shall indicate

Q2
T [

Forlall tests in this sub-group AQL:04..10..4

M State from 20.2:
Test No. ®
Terminals not tested in AO

13 Dielectric test

rék

r
+ Maxy

N , noNflash-

WM NEA. € CUy-

Sub)
For

Lgroup C3
all tests in this sub-group

iL: S2

AQL: 0.65 ...

15 .6

(%]

&

14 (heck of di- R State from 17.7:

5’)

\To ahs(

mensions 1) dimensions (only from those not yét
checked in A2)
+2) creepage-dlstances and cleara es
%
Subtgroup C4 The tests of this sub-group
For all tests in this sub-group are destructive (D)

15

Jes]

lectrical en-
durance (D)

R State from 41.3, 414
applj

%M\&\
A

<

rotective devices
ecking equipment and fuse rating

11) load(s)

For 41.4 (Category 0)
State from 41.4.2:
contact(s) to be tested

2

Method 1:
allowed number of fail-
ures, criteria of failure
Method 2:
criteria of failure

Allowed number of fail-
ures, the criteria being:

Z2) energization value
3) speed and duty factor

4) number of operations or duration
5) contact circuit resistance,
state from 23.2:
(see Test No. (8)
+ 6) temperature
+ 7) intermediate measurements; state all
conditions

Maximum contact circuit
resistance

Intermediate measure-
ments:

state required results

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

(Table continued on page 25)
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TABLEAU T (suite)

Essai Examen e s Coqditions d'essai Limites des dérives
o ou Se référer a Particle ou au paragraphe de la | NC |NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CEI
15 Endurance élec- Pour 41.5 (Catégorie 0, acceptation sans S2 Résistance maximale du
trique (D) défaut) circuit de contact
(suite) Indiquer d’apres 41.5.2:

contact(s) 4 essayer

1) valeur d’alimentation

2) nombre de manceuvres

3) nombre de manceuvres & I’heure et
facteur de marche

Ay TEsTstance du Cireuit de comntact
indiquer d’aprés 23.2:
(Essai n° @s)

+ 5) mesures intermédiaires; indiquer tou- tdiaires:

tes les conditions d indi bsultats
Pour 41.6 (détermination compléte) indiquer /\ diquex tous les résultats
toutes les informations exigées par CEI exigé

255-0-20, paragraphe 5.2.1.2 N

Mesures finales Indiquer les conditions approp;efkﬁ\\ igenegs Wnement applicables aux

essais ci-dessus, d’apres les suivantes:

16 — résistance Indiquer d’apres 22.2: \} \e?ne/ Valeur(s) minimjale(s) de
d’isolement 1) bornes A que la résistance d’isolement
+ 2) tension/deNmesur our
+ 3) temps\de stabjlisation I'essai
R - ci-dessus — .

— résistance du Indiquer d’a Résistance maximale
circuit de circuit de confact
contact

Indiquer les résyltats
exiges
NC: S2
NQA: 0,4 ...1,0 ... 4
s essais destructifs, indiqués par un (D)

R 27 et 22, indiquer d’aprés 27.3: S2 Aucune, mais le} mesures
1) durée, reprise finales sont applicables

+ 2) tension Valeur(s) minimple(s) de
et pour la mesure finale immédiate, la résistance disolement
indiquer d’apres 22.2:
Essai no

18 Séquence clima- R 27 et 22, indiquer si 26.3, 26.5 etfou 26.6 | S2
tique (D) sont applicables
(Chaleur séche) En plus, les mesures
Indiquer d’aprés 26.9: finales sont applicables
1) sévérite, reprise Fonctionnement correct
2) valeur d’alimentation, service et
charge de contact

3) voir aussi 24.3
1) valeur d’action et de relichement

+ 7) détails de contrdle

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13. (Suite du tableau en page 26)
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TaBLE 1 (continued)

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requirements
’ test Publication 255-7
15 Electrical en- For 41.5 (Category 0, miss-free) S2 Maximum contact circuit
durance (D) resistance
(continued) State from 41.5.2:
contact(s) to be tested
1) energization value
2) number of operations
3) speed and duty factor
4) uuuta\.«t \/;l\au;t LvSiata.uvv,
state from 23.2:
(Test No. (9)
+ 5) intermediate measurements; state all Intér
conditions
e
For.41.6 (extended assessment) state all ate'\requiiged r ulé/
~ information required in IEC 255-0-20,
Sub-clause 5.2.1.2 /\ N
Final measure- State the appropriate conditions and perfo ce eqtﬁ?’%en Wle to the tests
ments above, from the following: /na.\
16 1 insulation State from 22.2: Samy ipimum value(s) of
resistance 1) terminals AQL as insulation resistance
+ 2) measurement volta l@me >
+ 3) time to reading test>abo
+ contact State from 23.2: Maximum contact circuit]
circuit + 1) frequency of test/Voltage resistance
resistance 2) type of measurerment
+ other final < + Btate all<conditions \/ State required results
measure-
ments (\

\/ IL: S2

AQL:04..10..4
ests as marked by a (D)

Wd 22, state from 27.3: S2 None, but final measure-
Iduration, recovery ments apply
2) voltage Minimum value(s) of
and for immediate final measurement, insulation resistance

state from 22.2:
Test No. @®

8 Climatic R 27 and 22, state if 26.3, 26.5 and/or 26.6 S2
sequence (D) are to be applied

17

(Dry heat) Additionally, final
State from 26.9: measurements apply
1) severity, recovery Correct functioning
2) energization value, duty and contact
load

3) see also 24.3
1) operate and release value

+ 7) details of monitoring

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13. ( Table continued on page 27)
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tigue (D)
(suite)

Indiquer d’aprés 26.9:

1) sévérité, reprise et pour la mesure
finale immédiatement apres le dernier
cycle de 26.6 indiquer d’aprés 22.2:

. Examen Conditions d’essai .. L
Els;ax ou Se référer a Particle ou au paragraphe dela | NC | NQA leltizlgfzecsierlves
essal Publication 255-7 de la CEI
18 Séquence clima- (Chaleur humide) S2 Aucune, mais les mesures

finales sont applicables
Valeur(s) minimale(s) de
la résistance d'isolement

Essai n° @
(Froid) En plus, les mesures
Tadiquer d apres 20.9: firates sont applicables
1) sévérité, reprise
5) méthode
6) exigences de fonctionnement, comme

suit:
Catégories I, II et IIT se réferer a, et Nom re\@\l% e défauts

indiquer d’apres 41.3.2:
contact(s) a essayer

7) valeur d’alimentation

8) nombre de manceuvres a '’heurc~et

facteur de marche

9) dispositifs de protection
10) équipement de contrdle
11) charge

ritére de défgut

Resistance maximale du
circuit de confact

N

tension d’essai, durée d’application de
la tension d’essai diélectrique

De plus, les mequres
finales sont applicables

Ni contournemdnt, ni per-
foration

5

Mesures intermeédiaires:

Indiquer toutes les conditions et la/les
partie(s) de la séquence climatique
auxquelles elles sont applicables

Mesures intermgdiaires:
indiquer les r¢suitats
exiges

4) détails de contrdle
5) valeur(s) d’alimentation
x  pour l'essai de la méthode 1 et/ou

19 Robustesse des M Indiquer d’aprés 35.3: S2 Aucune, mais les mesures
bornes (D) 1) procédure(s) et charge(s) finales sont applicables
pourtrae
tion, pliage et
torsion

20 Chocs (D) R Indiquer d’apres 37.3: S2 Méthode 1:

1) methode + temps d’ouverture et de
2) forme de I'impulsion et accélération fermeture
3) montage Pour les 2 méthodes:

x  charge de contact

les mesures finales sont
applicables

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

( Suite du tableau en page 28)
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TaBLE 1 (continued)

X
X

1) method

2) pulse shape and acceleration

3) mounting

4) monitoring details

5) energization value(s)
Method 1-test and/or rated
contact load

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requirements
’ test Publication 255-7
18 Climatic se- (Damp heat) S2 None, but final measure-
quence (D) State from 26.9: - ments apply
( continued) 1) severity, recovery and, for immediate Minimum value(s) of
final measurements after the last cycle insulation resistance
of 26.6 state from 22.2:
Test No. @
(Cold) Additionally, final
State from 269 measnrements app]v
1) severity, recovery
5) method
6) operating test requirements, as
follows: A (\
Categories 1, IT and I1I refer to and state r}f\fiy
from 41.3.2: resy criteria ok failvre
contact(s) to be tested
7) energization value
8) speed and duty factor <
+ 9) protective devices ’\\
+ 10) checking equipment
11) load N\
Category 0 refer to, 2 : () ) Maximum contact circuit
resistance
contact(s) to be tested
1) energization value
Additionally, final
measurements apply
No breakdown, no flash-
over
Intermediate measure-
State\all conditions and the part(s) of the ments:
climdtic sequence to which they apply state required results
19 Rlobustness of \ﬁ State from 35.3: S2 None, but final measure-
tefminals (D) 1) procedure(s) and load(s) ments apply
for pull, bend
and twist
20 Shock (D) R State from 37.3: S2 Method 1:

+ opening and closing
times

Both methods: final
measurements apply

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

(Table continued on page 29)
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résistance du
circuit de
contact

— autres mesures
finales

Essai Examen e \ Coqditions d’essai Limites des dérives
0o ou Se référer a l'article ou au paragraphe dela | NC |NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CE1
21 Secousses (D) R Indiquer d’aprés 38.4: S2 Méthode 1:
I) méthode + temps d’ouverture et de
2) accélération et nombre fermeture
3) montage Pour les 2 méthodes:
+ 4) détails de contrble les mesures finales sont
5) valeur(s) d’alimentation applicables
x  pour P'essai de la méthode 1 et/ou
X r‘hargp de contact
22 Vibrations (D) R Indiquer d’aprés 39.3: S2 . + tempg(diouverture et de
1) parameétres de vibration e
2) valeur(s) d’alimentation, d’essai et edures
nominale alesssont applicables
3) montage
4) détails de contrdle /\x
5) charge de contact /\ N
23 Accélération R Indiquer d’apres 40.3: S& \. \)%éthode 1:
(D) 1) méthode \ + temps d’ouvefture et de
2) accelération fermeture
+  durée De plus, les mespres
3) monta, : 6 finales sont applicables
4) detailde ¢
5) valeur(s
x  pour 'essal et/ou
x  charge de contact
N
Mesures finales diqu; &d%@appro 1€€s et les prescriptions de fonctionnement encore
icables auXx essais-ei-d ‘aprés les suivantes:
24 — controle i ¢ w Méme a) présent et lis{ble
visuehgénéral +\3) \conditions\yisuelies NQA que b) conditions a emplir
@ §té pour 4) pas de bruit pudible*
identification Pessai 5) indiquer les détails des
ect ci-dessus résultats
manuelle du relais x pas de détéripration
tés physiques meécanique
Indiquer les conditions particuliéres, sauf Pas de corrosion appa-
1 implicites rente pouvant|nuire au
fonctionnement
Indiquer d’aprés 19.1.3: Limite(s) de la r¢sistance
Essai n° (5) de la(des) bobjne(s)
courant
continu
— résistance Indiquer d’aprés 22.2: Valeur(s) minimale(s) de
d’isolement Essai n° la résistance d’isolement

Indiquer d’aprés 23.2:
Essai no

+ Indiquer toutes les conditions

Résistance maximale du
circuit de contact

Indiquer les résultats
exigés

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

* Autre que le bruit normal de la structure
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TABLE 1 (continued)

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of [IEC L |AQL requirements
) test Publication 255-7
21 Bump (D) R State from 38.4: S2 Method 1:
1) method + opening and closing
2) acceleration and number times
3) mounting Both methods: final
+ 4) monitoring details measurements apply
5) energization value(s)
X Method 1-test and/or rated
x  contact load
22 Vibration (D) R State from 39.3: S2

1) vibration parameters
2) energization values, test and rated

3) mounting

4) monitoring details
5) contact load

23 cceleration R State from 40.3: ,_Sé \ \t-}m%l'?
(D) 1) method \ 4 opening and closing

>

2) acceleration times
+  duration methods: final
3) mounting measurements apply
4) monitoring deta} >
5) energization value(s)
x  method 1-test and/or rate
x  contact load

Fjnal measure- State theappropriate condition d,per M requirements still applicable to the test
ments abo@gm g:

N

24 —| visual inspec- Same a) present and legible
tion, general AQL as b) condition to be satis-
for the factory

test above | 4) no audible noise®

5) state details of results:

x no mechanical
deterioration

+ tate artl lar conditions unless self- No evidence of corrosion
which might impair

—| visual irspec-

tion,.cor-
r operation

—| d.c. coil State from 19.1.3: Resistance limit(s) of the
resistance Test No. ® coil(s)

— insulation State from 22.2: Minimum value(s) of
resistance Test No. insulation resistance

— contact State from 23.2: Maximum contact circuit
circuit Test No. resistance
resistance

~ other final + State all conditions State required results
measure-
ments

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13. * Except that due to the normal structure
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Programme d’essai 1
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Prescriptions pour la procédure d’homologation

Examen
ou
essal

Conditions et prescriptions d’essai | Nombre
v N - Effectif
Se référer a Iarticle de ,de
ou au paragraphe Description au Péchan- défec-
de la Publication 255-7 tableau I tillon tue,m'(
de la CEl tolére

Procédure d’homologation
Prescriptions

Pour les abréviations, voir article 12

Conditions normales d’essai

Applicable 4 tous les essais, sauf spécification contraire

16
Tous échantillons
Effectif minimal de I’échantillon 18 individus
Controle visuel, sauf dimensions 17
Essai de rigidité diélectrique 20
Essai fonctionnel 24
Herméticité 31.2

Echantillon 1

Effectif minimal de I’échantillon 5+ 1 individus

Impédance de la bobine
Robustesse des bornes

19 KJ us-groupe Al
35 Sous-groupe C5
> 7 Sous-groupe C5

pour le sous-groupe
C4

Chocs
Secousses 3 R Sous-groupe C5
Vibration R Sous-groupe C5
Accélération Q\ 40 R Sous-groupe C5
Mesures finales, si appli bles\( AN\
— résistance d’isolement 2 x Sous-groupe C4 Mémé critére
— résistance du circuit de contact X Sous-groupe C4 qud pour Pes-
— autres mesuxes finales Meérmes conditions que + Meémes résultats sai précédent
t le sous-groupe que pour le sous-
4 groupe C4
Echantillon 2 \/
Effectif minnﬁq échantillon\y + 1 individus
j il 36.3 M Sous-groupe B2
i 27 et 22 R Sous-groupe C5
imati 26 et 22 R Sous-groupe C5
Wles
1 22 x Sous-groupe C4 A .
u circuit de contact 23 x Sous-groupe C4 MCI:; cgllt;rle’es_
ales Meémes conditions que + Meémes résultats gai Iiécé dent
pour le sous-groupe que pour le sous- P
C4 groupe C4
Echantillon 3
Effectif minimal de I'échantillon 541 individus
Vérification des dimensions 17.1 M Sous-groupe A2/C3
Endurance électrique 41 M Sous-groupe C4
Mesures finales, si applicables
— resistance d’isolement 22 X Sous-groupe C4 5 ‘s
— résistance du circuit de contact 23 X Sous-groupe C4 Mex:;; C(r)lltlir; es-
— autres mesures finales Mémes conditions que + Mémes résultats que b

sai précédent
que pour le sous-

groupe C4

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.
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TaBLE 11

Test schedule 1

Qualification approval procedure requirements

Examination
or
test

Conditions and requirements of test

Refer to clause or
sub-clause of IEC
Publication 255-7

Description
in Table I

Sample Allowed
size |defectives

Qualification approval procedure
Requirements

For symbols see Clause 12

Standard conditions for testing

Applicable to all tests unless otherwise specified

16
All samfles
Minimum sample size 18 specimens
Visual ifgspection, excluding dimensions 17
Dielectric test 20
Functional test 24
Sealing 31.2
Sample group 1
Minimufn sample size 5+ 1 specimens
Coil impedance 9.3
Robustress of terminals 3
Shock 37 R
Bump 8 Sub-group C5
Vibration R\Sub-group C5
Accelerdtion Sub-group C5

Final measurements as applicabl
— insulation resistance
— contagt-circuit resistance

— other [final measure?%

% Sub-group C4
x Sub-group C4
+ Results as for

Sub-group C4

Same criteria a
for the test
above

Sample group 2

Minimufn sample size (A\%\%\e \/5

Solderability, Tes 36.3 M Sub-group B2

Damp Heat 27 and 22 R Sub-group C5

Climatiq sequence N 26 and 22 R Sub-group C5

Final m

— insulation res 22 x Sub-group C4 o

— contag 23 x Sub-group C4 Sag: tcggetrelst a
— other Conditions as for + Results as for

Sub-group C4 Sub-group C4

above

Sample group 3

Minimum sample size 541 specimens

— other final measurements

+ Results as for
Sub-group C4

Conditions as for
Sub-group C4

Check of dimensions 17.1 M Sub-group A2/C3

Electrical endurance 41 M Sub-group C4

Final measurements as applicable

— insulation resistance 22 x Sub-group C4 Same criteria as
— contact-circuit resistance 23 x Sub-group C4 for the test

above

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.
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TaBLEAU 111

Programme d’essai 2
Prescriptions pour le contrile de conformité de la qualité

Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
no ou Se référer a I'article ou au paragraphe de la | NC [NQA tolérdes
essai Publication 255-7 de la CEI
Contréle de conformité de la qualité
Prescriptions
Conditions normales d’essai
Applicable a tous les essais, sauf prescription contraire
Indiquer d’aprés le paragraphe 16.7 de la
Publication 255-7 de la CEI:
+ 1) Conditions atmosphériques ion 68-1
+ 2) Propriétés de la source d’alimentation ion 443
et de ses connexions
+ 3) Nettoyage et/ou réglage avant es
4) Instructions de montage
+ 5) Application de ces condmoys/\
Groupe A contrdle Cas g nér
Sous-groupe A0 e sa1
Pour tous les essais de ce sous-gro - 0,25 ... 0,65
1 Contrdle M174 (et Présent et lisible
visuel,
marquage

Résistance maxifnale du
circuit de conflact

2 Résistance du
circuit de
contact

precondltlonnement polarité
5) ssai sur relais a I'état neuf
orientation magnétique
x 7) modalités de contrdle

M dlquer aprés 24.3: Fonctionnement|correct
d’action et de relichement,

M Indiquer d’apres 20.2: Ni perforation. gi
1) bornes - contournemeng
2) parametres de tension -+ courant de fujte maxi-
3) durée mal

5 Herméticité M Indiquer d’aprés 31 2 2- “Méthade 1-
1) méthode pas de fuite visible
3) mise sous pression et méthodes de Méthodes 2 et 3:
nettoyage taux de fuite admissible

x 4) détails relatifs a la méthode 3

Sous-groupe Al NC: I
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA: 04 ..10..4
6 Humidité R Indiquer d’aprés 32.4: I Aucune, mais essai
interne 1) valeur d’alimentation ultérieur comme
2) température mesure finale

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13. ( Suite du tableau en page 34)
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TaBLE IIT

Test schedule 2
Quality conformance inspection requirements

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL. |AQL requirement
: test Publication 255-7 quirements

Quality conformance inspection
Requirements

Standard conditions for testing
Applicable to all tests unless otherwise specified

From Sub-clause 16.7 of 1 EC Publication
255-7 state

+ 1) Atmospheric conditions

+ 2) Properties of supply and connections

+ 3) Cleaningand/or adjustment before test
4) Fixing instructions

+ 5) Application of these conditions /’\

Grofip A inspection General case pecial ‘ed \)
Subigroup A0 100%-test : u
For/all tests in this sub-group (\ LE0.965 ... 0.25 ... 0.65

Q
1 | Vijsual inspec- M 17.4 (1) and (2) N J/ Present and legible
tion, marking

Maximum contact-circuit
resistance

2 Cbntact-circuit
resistance

</"\

)
1]

hnctional test Correct functioning

ing, polarity
relays
i€ orientation

<\ X 7) datails of monitoring

4 Dlelectr%@Q Statd from 20.2: No breakdown, no flash-

.

1) terminals over
2) voltage parameters + maximum leakage
3) duration current

5 S¢aling M State from 31.2.2: Method 1:
1) method no visible leakage
3) pressurizing and cleaning Methods 2 and 3:

maximum leakage rate

x 4) details of Method 3

Sub-group Al 1L: 1
For all tests in this sub-group AQL: 04 ..10..4
6 Internal mois- R State from 32.4: I None, but subsequent test
ture 1) energization value to be performed as final
2) temperature measurement

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13. ( Table continued on page 35)
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Essai Examen Conditions d'essai Limites des dérives
1o ou Se référer 4 I'article ou au paragraphe dela | NC [ NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CEI
7 Résistance du M 23.2 Essai n° (@ I Résistance maximale du
circuit de circuit de contact
contact
8 Résistance de la M Indiquer d’aprés 19.1.3: I Limite(s) de la(des)
bobine en + 2) température de référence résistance(s) de la
courant x 3) coefficient de température bobine
continu x 4) précautions
9 Impédance de M Indiquer d’aprés 19.3: I ites de I'impgedance ou
la bobine 1) méthode deNa consemination
3) valeur d’alimentation
+ 4) tension d’esssai
+ 5) autre méthode /\
10 Essais mécani- R Indiquer d’apres 18.3: /\l\ \l%:\i‘q leyrésultats
ques 1) propriétés & vérifier, méthodes d’essai igés
N
11 Essais fonction- M 24.3 Essai n° 3 Q¥ onctionnement correct
nels
Sous-groupe A2 NC: 4
Pour tous les essais de ce sous-groupe 0,4)../1,0,..04
i AN .
12 Vérification des M Indiquer :\\ U Tolérances
dimensions 1) dimens?
+ 2) lignes de
dans Iaj
Sous-groupe A3 C:
Pour tous les essaide ¢ oﬁ*p\ .4
13 Controle visyel) IT a) pas de bruit audible*
autre que b) conditionnerhent,
marquage finition et exEcution
satisfaisants
¢) indiquer les {létails des
a résultats
Sous=grouge \/ NC: S 4
P(é‘%.tsl\es 15.de.ce sOys-groupe NQA:04 .10 ..4
|< Sai decigidite \] M 20.2 Essai n° @ S4 Ni perforation, i
1 contournement
+ courant de fyite maxi-
mal
Groupe B
anc_grm/‘np Bl NC= S L essai-de-ce—sous laroupe est
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA:0,4 ... 1,5 ... 6,5 destructif (D)
15 Endurance élec- R Indiquer d’aprés 41.3, 414, 41.50u4d416 | S3
trique (D) suivant le cas
Pour 41.3 (Catégories I, Ii, III) Méthode 1:

Indiquer d’apres 41.3.2:

contact(s) a essayer
1) nombre de manceuvres ou durée
2) méthode 1 ou 2

nombre toléré de

défauts, critére de défaut
Méthode 2:

critére de défaut

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

* Autre que le bruit normal de la structure
( Suite du tableau en page 36)
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TasBLE I (continued)

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requircment
: test Publication 255-7 quirements
7 Contact-circuit M 23.2 Test No. (@ I Maximum contact circuit
resistance resistance
8 D.C. coil resis- M State from 19.1.3: 1 Resistance limit(s) of the
tance + 2) reference temperature coil(s)
x 3) temperature coefficient
x 4) precautions
9 Coil impedance M State from 19.3: 1
1) method
3) energization value(s)
+ 4) test voltage
+ 5) alternative procedure
10 | Mechanical R State from 18.3: 1, te Yequiced r u§\/
tests 1) properties to be tested, methods of test
11 Flunctional test M 24.3 Test No. @ \

N

mﬁ}gtmnmg

SubtgroupA2 IL: S
Forjall tests in this sub-group AQL: 04 ..
12 | dheck of M State from 17.7: ) Tolerances
dimensions 1) dimensions

+ 2) creepage distances and clearances

SubtgroupA3

IL
Forfall tests in this sub-grou<\ f\\\QI\

13 Viisual inspec-
tion, other

than markin<

II a) no audible noise*

b) condition, finish and
workmanship to be
satisfactory

¢) state details of results

Subl-group A4 D S4
For all testsdn th -gr P, AQL 04..10..4
14 | DheleCtricNes ﬁZO Test No. ® S4 | .. No breakdown, no flash-
over
+ maximum leakage
current
Group /B
Subkeroup Bl 11 - S 3 The test of this th_grnnp
For all tests in this sub-group AQL:04..15 .65 is destructive (D)
15 Electrical R State from 41.3, 41.4, 41.5 or 41.6 as S3
endurance (D) applicable
For 41.3 (Categories 1, 11, III) Method 1:
State from 41.3.2: allowed number of fail-
contact(s) to be tested ures, criteria of failure
1) number of operations or duration Method 2:
2) Method 1 or 2 criteria of failure
Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13. * Except that due to the normal structure

(Table continued on page 37)
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trique (D)
(suite)

méthode 2
+ 6) température
7) valeur d’alimentation
8) nombre de manceuvres a I'heure et
facteur de marche
+ 9) dispositifs de protection
+ 10) équipement de contrdle et calibre du

Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
o ! ou Se référer a article ou au paragraphe de la | NC | NQA tolérées
o essai Publication 255-7 de la CEI
15 Endurance élec- + 4) intervalles de contrdle pour S3

fusibie

11) charge(s)

12) mesures finales
essal n° @)
essal n° )

+ autres mesures, indiquer toutes les
conditions

Pour 41.4 (Catégorie 0)

Indiquer d’aprés 41.4.2:
contact(s) a essayer

2) valeur d’alimentation

55,

Pour4 .\(Qétégorie 0, acceptation sans
¢faut)

In d’aprés 41.5.2:

ntact(s) a essayer

valeur d’alimentation

2) nombre de manceuvres

3) nombre de manceuvres a 'heure et

facteur de marche

Mesures(finales
imales de la
ijolement,
kimale du
tact,
bsultats

ST

ombre toléré
le critére étant:

e défauts

Résistance maxjmale du
circuit de contact

Mesures interm¢diaires:
indiquer les r¢sultats
exigés

Mesures finales
valeurs mininjales de la
résistance d’ijolement,
indiquer les rgsultats
exiges

essai n° @)
+  autres mesures finales, indiquer toutes
les conditions

Pour 41.6 (détermination compléte) indiquer
toutes les informations exigées par le
paragraphe 5.2.1.2 de la Publication CEI
255-0-20

4) résistance du circuit de contact Résistance maximale du
indiquer d’aprés 23.2: circuit de conftact
(essai n° (2))

+ 5) mesures intermédiaires, indiquer Mesures intermgdiaires:
toutes les conditions indiqner les résultats
exigés

6) mesures finales Mesures finales:

valeurs minimales de la
résistance d’isolement,
indiquer les résultats
exigeés

Indiquer tous les résultats
exiges

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

(Suite du tableau en page 38)
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TaBLE III (continued)

Examination

Conditions of test

7) energization value
8) speed and duty factor

+ 9) protective devices
+ 10) checking equipment and fuse rating

Test Performance
or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL .
No. test Publication 255-7 requirements
15 Electrical + 4) checking intervals for Method 2 S3
endurance (D)
( continued ) + 6) temperature

11) load(s)
12) final measurements
Test No. @
Test No. @
+ other measurements, state all con-
ditions

For 41.4 (Category 0)
State from 41.4.2:
contact(s) to be tested

2) energization value

3) speed and duty factor

4) number of operations or dyragon

5) contact-circuit resistaneg,
state from 23.2:

(see Test No. ()

+ 6) temperature

4) contact-circuit resistance,
state from 23.2:
(Test No. )
+ 5) intermediate measurements, state all
conditions

Maximum contact-circuit
resistance

Intermediate measure-
ments:
state required results
Final measurements:
minimum values of
insulation resistance,
state required results

Maximum contact-circuit
resistance

Intermediate measure-
menis:

6) final measurements
Test No. @)
+  other final measurements, state all
conditions

For 41.6 (extended assessment) state all
information required by I E C Publication
255-0-20, Sub-clause 5.2.1.2

state required results
Final measurements:
minimum values of
insulation resistance
state required results

State all required results

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

(Table continued on page 39)
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D
es
borpes (D
£
tiony\pli €
torsionzg\
N\

Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
o ! ou Se référer a I'article ou au paragraphe de la | NC {NQA tolérées
a essai Publication 255-7 de la CE1
Sous-groupe B2 NC: S 3
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA: 04 ..10 ...4
Ce sous-groupe contient des essais destructifs, indiqués par un (D)
16 Rémanence R 54 et 25, indiquer d’aprés 54.3: S3 Limites de la valeur de
magnétique 1) valeurs de saturation, rémanence
+ durée d’application + durée des discontinui-
2) critére(s) de contact et d’apres 25.3: tés & ignorer
1) montage ou position
5) paramétres de contact
8) contacts a vérifier
x 10) composants d’antiparasitage ou de
protection
17 Echauffement R Indiquer d’aprés 29.3: S3 K\ Linites de I'éléyation de
1) montage N temypérature
2) valeur d’alimentation, \
x  durée
X 3) matériau conducteur \
+ 4) température
18 Variations rapi- Aucune, mais lgs mesures
des de tempé- finales sont applicables
rature,
Methode 2
19 Soudabilité Aucune, mais l¢s mesures
Essai 1 (D) finales sont applicables
20 Robustesse Aucune, mais 1gs mesures

finales sont applicables

nWonditions appropriées et les prescriptions de fonctionnement applicables aux
ssaisTi-dessus, d’aprés les suivantes:

Ipdiquer d’apres 17.7:
+3) conditions visuelles
propriétés a veérifier
a) marquage et identification
b) boltier correct
X ¢) corrosion
x d) mouillage par I'alliage de soudure

Méme
NQA que
pour
I’essai
ci-dessus

a) présent et ligible

b) condition 4 pemplir
¢) critére de corrosion
d) critére de mpuillage

résistance

22.2 Essai n° @

Valeur(s) mininjale(s) de

A ISOICINCIIL

trTéssTance d isolement

résistance de
la bobine en
courant
continu

19.1.3 Essai n°

Limite(s) de la résistance
de la(des) bobine(s)

résistance du
circuit de
contact

23.2 Essai n° (9

Résistance maximale du
circuit de contact

autres mesu-
res finales

+ Indiquer toutes les conditions

Indiquer les résultats
exiges

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

( Suite du tableau en page 40)
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39

TaBLE Il (continued)

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requirements
: test Publication 255-7 d
Sub-group B2 IL: S3
For all tests in this sub-group AQL: 04 ... 10 ...4
This sub-group contains destructive tests as marked by a (D)
16 Magnetic R 54 and 25, state from 54.3: S3 Limits of remanence value
remanence 1) saturate values, + duration of discon-
+ duration of application tinuities to be ignored
") coTtactCriteriaamd-fronr 2573+
1) mounting or position
5) contact parameters
8) contact to be checked
x 10) suppression components <\ x
17 Tgmperature R State from 29.3: S3 < imits of teperature rise
Fise 1) mounting
2) energization value, <
X duration \
x 3) conductor material /\\
+ 4) temperature
+ 5) contact load Q
A\
18 Rapid change M State from 30.3: 3 \> >~Ione, but final measure-
pof tem- 2) temperature parameter: ments apply
perature, + 3) contact load _
Method 2
19 Sdlderability M State from 36.4: \}3 None, but final measure-
Test 1 (D) 1) my d ments apply
+ 2) ageing ro@ N
N
20 Robustness of M S$tate fro 3: \j S3 None, but final measure-
kerminals (D) load(s) ments apply
for pull, bend
pnd twist /\
Fihal measure- tate th apﬁrqg;i\zt;?nditions and performance requirements applicable to the tests
ments boye, from the folléwing:
21 — [visual ingpec- te Trom IR 7: Same a) present and legible
tion isua ditions AQL as b) condition to be satis-
A properties to be checked for the factory
ma¥king and identification test above | ¢) corrosion index
rrect housing d) wetting index
x ) corrosion
d) solder wetting
— finsulation 22.2 Test No. @ Minimum value(s) of
esistance insulation resistance
— d.c. coil 19.1.3 Test No. Resistance limit(s) of the
resistance coil(s)
- contact 23.2 Test No. @ Maximum contact-circuit
circuit resistance
resistance
— other final + State all conditions State required results
measurements

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

( Table continued on page 41)


https://iecnorm.com/api/?name=9502159f8f6e9f5de6914b99a10f6ef1

— 40 —

TaBLEAU III (suite)

255-19-1 © CET1 1983

Les niveaux de contrdle (NC) et les niveaux de qualité ac
guide. Au lieu des valeurs de NC et NQA, la spécification 1

1) Peériodicité des essais

2) Nombre de relais

3) Nombre permis de défectueux

Sous-groupe C1

Pour tous les essais de ce sous—gro@

a essayer

Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
o ou Se référer a I'article ou au paragraphe de la | NC |NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CEI
Sous-groupe B3 NC: S 3
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA: 0,1 ... 0,65 ... 2,5
22 Collage de M 53 et 25, indiquer d’aprés 53.3: S3 Limite du temps de
contact température maximale relachement
1) limite supérieure du domaine d’ac- + durée des discontinui-
tion tés 4 ignorer
et d’aprés 25.3:
1) montage ou position
+ 3) moyens de coupure
5) paramétres de contacts
8) contacts a vérifier
x 10) composants d’antiparasitage et de
suppression
Groupe C

e comme
s-groupe:

L’essai de ce soustgroupe
est destructif

23

Endurance élec-

R 41 Essai nf’(@
(AN

trique

Essai no 15

Sous-groupe C2
Pour tous les essais

€ CCsous-grou

N
NS

électrique (D)

24 Résistance d 23.2 Kssai no S3 Résistance max{male du
circyit de circuit de contact
CO{%}%

25 Contr}ie/ S iquerd’apyes 25.3: S3 Limites des temps a mesu-
temp: ou position rer

) paramétres d’alimentation + durée des digcontinui-
3 ens de coupure tés a ignorer
4) parametres de la source
parameétres de contact
x¥ 7) détails complémentaires
8) contact(s) a verifier
x 10) composants d’antiparasitage ou de
protection

26 | “Essai dexididite | W 20.2 Essai n° @ S3 Ni perforation, [ni

diélectrique contournement
+ courant de fiiite maxi-
mat

27 Résistance R Indiquer d’aprés 22.2: S3 Valeur(s) minimale(s) de
d’isolement 1) bornes la résistance d’isolement

+ 2) tension de mesure
+ 3) temps de stabilisation
Sous-groupe C4 NC: S2 Les essais de ce sous-groupe
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA:0,65...1,5...65 sont destructifs
28 Endurance M 41 Essai n° ® S2 Essai n°o 15

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et [3.

(Suite du tableau en page 42)
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Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requirements
) test Publication 255-7 q
Sub-group B3 IL: S 3
For all tests in this sub-group AQL: 0.1 ... 0.65 ...2.5
22 Contact stick- M 53 and 25, state from 53.3: S3 Limit of release time
ing upper temperature + duration of discon-
1) upper limit of operative range tinuities to be ignored
and from 25.3:
11} 1uuuutiug Ut lJUbiL;Uu
+ 3) means of disconnection
5) contact parameters
8) contact(s) to be checked
x 10) suppression components {\ x
Gropp C
IL 4nd AQL are given here only as a guide. Instead of IL and AQL valug shall indicate
for pach sub-group:
1) Reriodicity of tests
2) Number of relays to be tested
3) INumber of defectives allowed
Subigroup C1 e test of this sub-group
For|all tests in this sub-group s destructive
23 Ellectrical en- R 41 Test No. ©® S\?\-/ Test No. 15
durance
Sublgroup C2 IL: \b \/
Forlall tests in this sub—grou<\r\
24 (ontact circuit 2 Te No S3 Maximum contact-circuit
resistance resistance
25 Timing test $3 Limits of times to be
measured
+ duration of discon-
tinuities to be ignored
26 Dielectric test \M 20.2 Test No. @ S3 No breakdown, no flash-
over
+ maximum leakage cur-
rent
27 Insulation resis- R State from 22.2: S3 Minimum value(s) of
tance 1) terminals insulation resistance
+ 2) measurement voltage
+ 3) time to reading
Sub-group C4 IL: S2 The test of this sub-group
For all tests in this sub-group AQL:0.65...15..65 is destructive
28 Electrical M 41 Test No. ¢y S2 Test No. 15
endurance (D)

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

( Table continued on page 43)
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sont applicables

(Chaleur séche)

Indiquer d’aprés 26.9:

1) sévérité, reprise

2) valeur d’alimentation,
charge de contact

service et

Essai Examen Conditions d'essai Limites des dérives
1o ou Se référer a article ou au paragraphe dela | NC | NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CE1
29 Endurance mé- M Indiquer d’aprés 42.4, compte tenudela | S2 Meéthode 1:
canique (D) note 4, annexe B de la Publication 255-10 nombre toleré de
de la CEI: défauts
1) méthode 1 ou 2 Meéthode 2:
2) valeur d’alimentation indiquer les résultats
x 3) parameétres de controle exiges
4) nombre de manceuvres & I'heure et
facteur de marche
5) nombre de manceuvres ou durce
x 7) vérification intermédiaire, indiquer
tous les détails
Mesures finales Indiquer les conditions appropriées et les prescriptio fon 10 pplicable aux
essais ci-dessus d’aprés les suivantes: <ﬂ\
30 — contrdle Indiquer d’aprés 17.7: présen Mh ible
visuel + 3) conditions visuelles NQ b N\condition a femplir
propriétés a vérifier ur 4) pas de bruitjaudible*
a) marquage et identification I’esSai indiquer les [détails des
b) boitier correct esSus résultats
+ 4) agitation manuelle du relas
+ 5) autres propriétés physiqyes
— résistance 22.2 Essai n° @ \/ Valeur(s) minimale(s) de
d’isolement la résistance ¢’isolement
— résistance du 32 Essa1 Résistance maxjmale du
circuit de circuit de conftact
contact
— autres mesu- + Indiquer tQutes\les bondit HW Indiquer les réspltats
res finales N exigés
Sous-groupe C5 \( . NCL S 2
Pour tous les egsais de ce sous-groupe A:04...10..4
Ce souwp contient\des essaiydestcuctifh, indiqués par un (D)
31 , indi ué{d’aprés 27.3: S2 Aucune, mais Ids mesures
1Ndugéenreprise finales sont applicables
i Valeur(s) minimjale(s) de
mesure finale immédiate la résistance ¢’isolement
r d’aprés 22.2:
Sequenge clima- RY26 et 22, indiquer si 26.3, 26.5 et/ou 26.6 S2

De plus, les me
les sont appli

ures fina-
tables

3) voir aussi 243
1) valeur d’action et de relachement
+ 7) détails de controle

(Chaleur humide)

Indiquer d’aprés 26.9:

1) sévérité, reprise et pour la mesure
finale immediatement aprés le dernier
cycle de 26.6,
indiquer d’aprés 22.2:

Essai n° @)

roncuonnemen

correct

Aucune, mais les mesures
finales sont applicables

Valeur(s) minimale(s) de
la résistance d’isolement

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

* Autre que le bruit normal de la structure

(Suite du tableau en page 44)
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TaBLE 11 (continued)

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requirement
) test Publication 255-7 quirements
29 Mechanical M From 42.4 taking into account Note 4 of | S 2 Method 1:
endurance (D) Appendix B of 1EC Publication 255-10 allowed number of fail-
state ures
1) method 1 or 2 Method 2:
2) energization value state required results
x 3) monitoring parameters
4) speed and duty factor
5 ber-of-operations-or-duretion
S—rmber-eof-op
x 7) intermediate checks, state all details
Final measure- State the appropriate conditions and performance requlrem apph to ‘the tests
ments above, from the following:
30 - visual inspec- State from 17.7: Same ™
tion + 3) visual conditions AQLGs
properties to be checked for th
a) marking and identification st abey no audjble noise*
b) correct housing % state details of results
+ 4) shaking of the relay
+ 5) other physical properties
- insulation 22.2 Test No. @) Minimum value(s) of in-
resistance G > sulation resistance
-+ contact 3.2 Test No. @ Maximum contact circuit]
circuit resis- resistance
tance
—+ other final + State all condmons State required results
measurements
Sub-group C5
For all tests in this sub-
Thjs sub-group contains dest ctive tests as_marked by a (D)
31 Damp heat, sta fro S2 None, but final measure-
steady state 1eCo ry ments apply
D) Minimum value(s) of
< ediate/final measurements, insulation resistance
32 | Climati X2 and\2\2/State if 26.3, 26.5 andjor 26.6 | S2
séquen )\ are\to be applied

B heat)

State from 26.9:

1) severity, recovery

2) energization value, duty and contact
load

‘2) ae—alea-24.3

Additionally, final
measurements apply

Caorrect functioning.
&

1) operate and release value
+ 7) details of monitoring

(Damp heat)

State from 26.9:

1) severity, recovery and, for immediate
final measurement after the last cycle
of 26.6,
state from 22.2:

Test No. @

None, but final measure-
ments apply

Minimum value(s) of
insulation resistance

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

* Except that due to the normal structure
( Table continued on page 45)
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tique (D)
(suite)

Indiquer draprés 26.9:

1) sévérité, reprise

5) méthode

6) exigences de fonctionnement, comme
suit:

Catégories I 11 et TI1 se référer 4 et

Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
. ou Se référer a Iarticle ou au paragraphe dela | NC JNQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CEI
32 Séquence clima- (Froid) S2 De plus, les mesures fina-

les sont applicables

Nombre toléré de défauts,

9,

indiquer d’aprés 41.3.2:
contact(s) 4 essayer
7) valeur d’alimentation
8) nombre de manceuvres 4 I’heure et
facteur de marche
+ 9) dispositifs de protection
+ 10) équipement de vérification
11) charge

Catégorie 0 se référer a, et indigue
d’aprés 41.5.2:
contact(s) a essayer

1) valeur d’alimentation

3) nombre de manceuvres
facteur de marche

et d’aprés 3

3) détails
5) points de

LT

outes les conditions et la(les)
de la séquence climatique
atxquelles elles sont applicables

S

ritére de défqut

ésistince maximale du
circuit de confact

De plus, les mesures fina-
les sont applijl:lbles

Ni contournement, ni per-
foration

Mesures intermddiaires
Indiquer les résyltats exi-
gés

] N\
\Wﬂ

4) détails de contrdle

5) valeur(s) d’alimentation
x  pour 'essai de la méthode 1 et/ou
X charge nominale de contact

3< R Indiquer d’aprés 33.1.4: S2 Aucune, mais ley mesures
1) durée finales sont agplicables
2) reprise
34 Robustes\sés Wt 35.3 Essai n° ¢9 S2 Aucune, mais leg mesures
bornes (D) finales sont agplicables
pour trac-
tion, pliage et
torsion
35 Chocs (D) R Indiquer d’aprés 37.4: S2 Meéthode 1:
1) méthode + temps d’ouverture et de
2) forme de 'impulsion et accélération fermeture
3) montage Pour les 2 méthodes:

les mesures finales sont
applicables

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

( Suite du tableau en page 46)
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TaBLE 111 (continued)

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of TEC IL |AQL requirements
’ test Publication 255-7
32 Climatic (Cold) S2 Additionally, final
sequence (D) State from 26.9: measurements apply
{ continued) 1) severity, recovery
5) method
6) operating test requirements, as fol-
lows:
Categories I, 1T and II1 refer to and state Allowed number of fail-
from 41.3.2; TTTS, CIiteria of (aiiure
contact(s) to be tested
7) energization value
8) speed and duty factor
+ 9) protective devices
+ 10) checking equipment
11) load
Category 0 refer to, and state from 41.5.2: < con circuit
contact(s) to be tested
1) energization value /\\
3) speed and duty factor
and from 23.2:
+ 1) frequency of test ¥oltage >j>
> Additionally, final
measurements apply
No breakdown, no flash-
over
Intermediate measure-
ments
State required results
33 Salt pistNDN | %Sta frCM&lA: S2 None, but final measure-
1) dugation ments apply
rgCovery
34 Rpbustness-of \M> 35.3 Test No. @ S2 None, but final measure-
terminals (D) ments apply
forgull, bend
and twist
35 Shock (D) R State from 37.4: S2 Method 1:
1) method + opening and closing
2} pulse shape and acceleration times
3) mounting Both methods: final
4) monitoring details measurements apply
5) energization value(s)
X Method 1-test and/or rated
x  contact load

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

( Table continued on page 47)
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courant
continu

19.1.3 Essai n°

Essai Examen o . Cogditions d'essai Limites des dérives
no ou Se référer a article ou au paragraphe dela | NC | NQA tolérées
essal Publication 255-7 de la CE1
36 Secousses (D) R Indiquer d’apres 38.4: S2 Méthode 1:
1) méthode + temps d’ouverture et de
2) accélération et nombre fermeture
3) montage Pour les 2 méthodes:
+ 4) détails de contrdle les mesures finales sont
5) valeur(s) d’alimentation applicables
x  pour I'essai de la méthode 1 et/ou
x_ charge nominale de contact
37 Vibrations (D) R Indiquer d’apres 39.3: S2 rture et de
1) parameétres de vibration
2) valeur(s) d’alimentation, d’essai et sures fina-
nominale \ cables
3) montage
4) détails de contréle N
5) charge de contact
38 Accélération R Indiquer d’apres 40.4: \\S\\& yéthode 1:
D) 1) méthode + temps d’ouverture et de
2) accélération \ fermeture
4+ durée Pour les 2 méthpdes, les
3) montage mesures finalds sont
4) deétails de applicables
5) valeur entation
x  pour les méthodex) etfo
X charge nominale de ¢
Mesures finales Indiquer les \Ygd;h%i{g? et les prescriptions de fonctionnemgnt encore
applica aNx essa dessus,, d’apres les suivantes:
P iy dop
39 | - contrdle Indique ’apr‘\%]:\) Méme a) présent et lisible
visuel général i vistelles NQA que | b) conditions és[;emplir
B pour 4) pas de bruit faudible*
entification Pessai 5) indiquer les flétails des
ci-dessus résultats:
anuelle du relais x pas de détérjoration
propriétés physiques meécanique
X ni écaillement, ni éclat
Ipdiquer les conditions particuliéres, sauf Pas de corrosion appa-
st implicites rente pouvanf nuire au
fonctionnement

Limite(s) de la rgsistance
de la(des) boljine(s)

— résistance
d’isolement

— résistance du
circuit de
contact

— autres mesu-
res finales

22.2 Essai n° &)

Valeur(s) minima

le(s) de

la résistance d’isolement

23.2 Essal n° @

+ Indiquer toutes les conditions

Résistance maximale du
circuit de contact

Indiquer les résul
exigés

tats

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

* Autre que le bruit normal de la structure
en page 48)

( Suite du tableau



https://iecnorm.com/api/?name=9502159f8f6e9f5de6914b99a10f6ef1

255-19-1 © IEC 1983

47 —

TasLe 111 (continued)

—|visual

~|d.c. coil

<

N

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC 1. |AQL requirements
’ test Publication 255-7

36 Bump (D) R State from 38.4: S2 Method 1:

1) method + opening and closing
2) acceleration and number times
3) mounting Both methods: final

+ 4) monitoring details measurements
5) energization value(s)

x  Method 1-test and/or rated

X contact load

37 Vjbration (D) R State from 39.3: S2 + opening and closing

1) vibration parameters i
2) energization values, test and rated
3) mounting
4) monitoring details
5) contact load <\

38 Akceleration R State from 40.4: Sé

(D) 1) method \
2) acceleration /\
+  duration
3) mounting
4) monitoring details, (5
5) energization value(s)
x  Method 1-test andyor rated j
x  contact load
Final measure- State the appropriate conditions and pe éﬁ@mqmrements still applicable to the testg
ments abov om thy lowing:

39 — [visual Same a) present and legible
inspection, AQL as b) condition to be satis-
general for the factory

test above 4) no audible noise*

5) state details of results

x no mechanical de-
terioration

x no peeling or chipping

& @lar conditions unless self-
evdent

No evidence of corrosion
which might impair
operation

].\(3 Test No. ®

Resistance limit(s) of the

resistance coil(s)

— insulation 22.2 Test No. @) Minimum value(s) of
resistance insulation resistance

— contact 23.2 Test No. (@ Maximum contact circuit
circuit resistance
resistance

— other final + State all conditions State required results
measurements

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

* Except that due to the normal structure

(Table continued on page 49)
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Essai

Examen
ou
essai

Conditions d’essai
Se référer a I'article ou au paragraphe de la | NC
Publication 255-7 de la CEI

Limites des dérives
tolérées

Sous-groupe C5

Pour tous les essais de ce sous-groupe

NC: S2
NQA: 1,5 ..25 .. 65

Ce sous-groupe contient des essais destructifs, indiqués par un (D)

40 Résistance ther- R Indiquer d’aprés 28.3: S2 Limites de la résistance
mique 1) montage thermique
2) valeur d’alimentation du domaine
d’action
% 3) coefficient de température
+ 4) méthode d’évaluation A
+ 6) charge de contact
) charg o
41 Variations rapi- R Indiquer d’aprés 30.3: S Z< . Avcung, maisJef mesures
des de tempé- 1) méthode finales sony/applicables
rature (D) 2) température, durée /\
+ 3) charge de contact
. R N .
42 Soudage: R Indiquer d’apres 36.4: \x \\ ucune, mais lep mesures
Essai 2 (D) 1) méthode finales sont applicables

43

Mesures finales

Essai ne G

4

\ bréviations et nombres cerclés: voir artietes 13et 130 Q)j/

&

9,
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TaBLE 111 (continued)

Test Examination Conditions of test Performan
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL re (')r a cte
' test Publication 255-7 quirements
Sub-group C5 IL: S2
For all tests in this sub-group AQL:1.5..25...6.5
This sub-group contains destructive tests as marked by a (D)
40 Thermal resis- R State from 28.3: S2 Limits of thermal resis-
tance 1) mounting tance
2) energization values of operative range
x 3) temperature coefticient
+ 4) evaluation procedure
+ 6) contact load
41 Rhpid change R State from 30.3: S2 easu -
of tem- 1) method t appl
perature (D) 2) temperature, duration
+ 3) contact load
42 Se¢ldering: R State from 36.4: S< g, but nal measure-
Test 2 (D) 1) method ap y
43 Final measure- Test No. 9 \>
ments Q
/
Symbols af

d circled numbers, see Clauses 12 and 13<( \:\ %



https://iecnorm.com/api/?name=9502159f8f6e9f5de6914b99a10f6ef1

— 50 —

TaBLEAU IV

Programme d’essai 2

255-19-1 © CEI 1983

Prescriptions pour la procédure d’homologation

Examen
ou
essai

Conditions et prescriptions d’essai

Se référer a I’article
ou au paragraphe
de la Publication 255-7
dela CEI

Description au
tableau I

| N
Effectif ombre
de
de ,
s défec-
I’échan-
. tueux
tillon L
tolére

D, ) 221 1 P
T rocennreadnomotogarion

Prescriptions

Pour-les-abréviations;—veir article 12

Conditions normales d’essai

Applicable a tous les essais, sauf spécification contraire

16 <

SAQRP

e 22

Tous échantillons

Effectif minimal de I’échantillon 24 individus

~X

Contrdle visuel, sauf dimensions
Essai de rigidité diélectrique
Résistance du circuit de contact
Résistance de la bobine en courant

A
N

Sous-groupe AQ/A3
Sous-groupe A0

M Sous-groupe A0

M Sous-groupe Al

continu
Essai de fonctionneme M Sous-groupe Al
Hermeéticite N M Sous-groupe A0

N
Echantillon@ &N‘m \Q
Effectif minim {é&c\ tillom\d ¥ 1 tndividus
A\

— autres mesures finales

Mémes conditions que
pour le sous-groupe
C5

+ Meémes résultats
que pour le sous-
groupe C5

Humidité intarne 32 M Sous-groupe Al
19.3 M Sous-groupe Al
54 et 25 R Sous-groupe B2
53 et 25 R Sous-groupe B3
18.1 R Sous-groupe Al
22 M Sous-groupe C3
51 R Sous-groupe C5
Robustesse 35 M Sous-groupe C5
Chocs 37 R Sous-groupe C5
Secousses 38 R Sous-groupe C5
Vibration 39 R Sous-groupe C5
Accélération 40 R Sous-groupe C5
Mesures finales, si encore applicables
- contrdle visuel 17 x Sous-groupe C5
- résistance de la bobine en courant 19.1 x Sous-groupe C5
continu Meéme critére
— résistance d’isolement 22 x Sous-groupe C5 que pour les-
— résistance du circuit de contact 23 % Sous-groupe C5 sai précédent

Abréviations et nombres cerciés: voir articles 12 et 13.

(Suite du tableau en page 52)
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TaBLE IV

Test schedule 2
Qualification approval procedure requirements

Conditions and requirements of test
Examination
or Refer to clause or Description Sarpple Allowed
test sub-clause of IEC i Ta‘gle I size |defectives
Publication 255-7
Qualiﬁ(’n jon npprnvnl [nrnpp/furﬂ For wmbo]s SCC ! lal S€ I?

Requirements /\

N
Standard conditions for testing
Applicatle to all tests unless otherwise specified (\

O\ N/

All sampfes
Minimush sample size 24 specimens /\
N Q N
" Visual inspection, excluding dimensions 17 M Sub-group A0/A3
Dielectrig test 0 Su p A0
Contact-gircuit resistance 23 Sub-group A0

D.C. coi| resistance 1 M Sub-group Al
Functional test 24 M Sub-group Al
Sealing A 2 Y/ M Sub-group A0

Sample group 1 Q
Minimump sample size 5 zpéci

Internal moisture \) 32 M Sub-group Al
Coil impedance 19.3 M Sub-group Al
Magneti¢ remanehce 54 and 25 R Sub-group B2
Contact pticki . 53 and 25 R Sub-group B3
Mechanitaliests 18.1 R Sub-group Al
Insulation rest 22 M Sub-group C3
Thermoglectric e.inf; 51 R Sub-group C5
Robustnpss of termina 35 M Sub-group C5
Shock 37 R Sub-group C5
Bump 38 R Sub-group C5
Vibratioft 39 R Sub-group C5
Accelerafion Z0 R Sub-group C3
Final measurements, as applicable
— visual inspection 17 X Sub-group C5
— d.c. coil resistance 19.1 x Sub-group C5
Same criteria as

— insulation resistance 22 x Sub-group C5 for the test
— contact-circuit resistance 23 x Sub-group C5 above
— other final measurements Conditions as for Sub- + results as for Sub-

group C5 group C5

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13. (Table continued on page 53)
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Conditions et prescriptions d’essai | Nombre
E e < 10 .- Effectif
Xamen Se référer a ’article de fie
ou ou au paragraphe Description au Iéchan- | d€fec-
essai de la Publication 255-7 tableau I tillon tueux
dela CEI toléré
Echantillon 2
Effectif minimal de I’échantilion 5+ 1 individus
Soudabilité, essai 1 36.3 M Sous-groupe B2
P H pérafnrp’ 30 M Sous-eroupe B2
meéthode 1
Chaleur humide 27 et 22 R Sous-groype C5
Séquence climatique 26 et 22 R
Brouillard salin 33.1 R
Mesures finales, si encore applicables \>
~ contrdle visuel 17
— résistance de la bobine en courant 19.1
continu Meénje critére
— résistance d’isolement 22 < qye pour les-
~ résistance du circuit de contact 23 sa] précédent

— autres mesures finales

Mémes condifions que
pour le sous-gréu q
C5 N\ N roupe C5

Echantillon 3

Endurance électrique

Sous-groupe C4

Effectif minimal de Péchantillon 5+1 indjwdus
Vérification des dimensions W M Sous-groupe A2
Pesage 18. R Sous-groupe C3
M
M

Endurance mécanim

Sous-groupe C4

Mesures fingdes, si
_ contrél x Sous-groupe C4
— résistance isg 22 x Sous-groupe C4 Ménpe critere
— résistance du<ircu 23 x Sous-groupe C4 qye pour Pes-
— autres me Mémes conditions que + Meémes résultats sa| précédent
pour le sous-groupe que pour le sous-
C4 groupe C4
chantillog 4
Effestif minimal deéchantillon 5+ 1 individus
RésistancMue 28 R Sous-groupe C6
Echauffement 29 R Sous-groupe B2
Variations rapides de température, 30 R Sous-groupe C6
TS s | o}
Soudage, essai 2 36.3 R Sous-groupe C6
Mesures finales, si encore applicables
- contrdle visuel 17 X Sous-groupe C6
— résistance de la bobine en courant 19.1 x  Sous-groupe C6
continu Méme critere
— résistance d’isolement 22 x Sous-groupe C6 que pour l'es-
— résistance du circuit de contact 23 x Sous-groupe C6 sai précédent

— autres mesures finales

Mémes conditions que
pour le sous-groupe

C6

+ Mémes résultats
que pour le sous-
groupe C6

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.
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TaBLE 1V (continued)

Examination
or
test

Conditions and requirements of test

Refer to clause or
sub-clause of IEC
Publication 255-7

Description
in Table I

Sample | Allowed
size |defectives

Sample group 2

Minimum sample size 5+ 1 specimens

— other final measurements.

Conditions as for Sub-
group C5

Solderability, Test 1 36.3 ¥ Sub-group B2
Rapid change of temperature, 30 N Sub-group B2
Methdd 1

Damp heat 27 and 22 R Sub-group C5 /\
Climatic|sequence 26 and 22 R Sub-group C5 <\( N2
Salt mist 33.1 R Sub-group C5 A (\
Final mgasurements, if still applicable \>
— visual finspection 17
— d.c. cdil resistance 19.1

ameNefiteria as
— insulation resistance 22 for the test
— contadt-circuit resistance 23 above

Sample group 3

Minimutp sample size 5+ 1 specimens

&QXU

Check of dimensions
Weighing

Electrical endurance
Mechanigal endurance

ub-group A2
Sub-group C3
M Sub-group C4
M Sub-group C4

Final measurements,
— visual inspection
— insulafion resistance

i plicable
— contact-circuit resistance
— other final measureme

f,\\ >
NS

2

onditions as for Sub-

Sub-group C4
Sub-group C4
Sub-group C4
results as for Sub-

+ X X X

Same criteria as
for the test
above

other final measurements

Conditions as for Sub-
group C6

+ results as for Sub-
group C6

grodp C4 group C4
Sample Jro 4
Minimurh samiple sizex§-KN\sp
Thermal|resistance 28 R Sub-group C6
Temperajure rise 29 R Sub-group B2
Rapid cHange of temperature, 30 R Sub-group C6
Method 2
Solderability, Test 2 36.3 R Sub-group C6
Final measurements, as applicable
— visual inspection 17 x  Sub-group C6
— d.c. coil resistance 19.1 % Sub-group Cé6
Same criteria as
— insulation resistance 22 x Sub-group C6 for the test
— contact-circuit resistance 23 % Sub-group C6 above

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.
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Prescriptions pour le contréle de conformité de la qualité

Essai
ne

Examen
ou
essai

Conditions d’essal
Se référer a Particle ou au paragraphe de la
Publication 255-7 de la CEI

NC |NQA

Limites des dérives
tolérées

Contréle de conformité de la qualité

Prescriptions

ConaiTions AOPMales d es5at
Applicable a tous les essais, sauf prescription contraire

Indiquer d’aprés le paragraphe 16.7 de la
Publication 255-7 de la CE1:

+ 1) conditions atmosphériques

+ 2) propriétés de la source d’alimentation
et de ses connexions
+ 3) nettoyage et/ou réglage avant es
4) instructions de montage
+ 5) application de ces conditjéns

X\

Ition 68-1
ication 443

Groupe A contréle
Sous-groupe A0

Pour tous les essais de ce sous-grou

spécial

QA: 0,065 ...

It
0,25 ... 0,65

circuit de
contact

tension a circuit ouvert

1 Controle M174. 1)¢t2) Présent et lisible
visuel,
marquage
2 Résistance du \Ld i Résistance maxjimale du

circuit de contact

ndiquer d’aprés 19.1:
+ 2) température de référence
)} coefficient de température

X 4) précautions

Limite(s) de la(des)
résistance(s) de la
bobine

szﬁ fonstion>

x 4) details relatifs a la méthode 3

4 M Indiquer d’apres 24: Fonctionnement correct
n 1) valeurs d’action et de reldchement,
préconditionnement, polarité
5) essai sur relais a P’état neuf
+ 6) orientation magnétique
XoT) HlUL‘ld‘liléb dC COUILL C"IC
5 Essai de rigidité M Indiquer d’aprés 20.2: Ni perforation, ni
diélectrique 1) bornes contournement
2) parameétres de tension + courant de fuite
3) durée maximal
6 Herméticité M Indiquer d’aprés 31.2.2: Méthode 1:
1) méthode pas de fuite visible
3) mise sous pression et méthodes de Meéthodes 2 et 3:
nettoyage taux de fuite admissible

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

(Suite du tableau en page 56)
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TABLE V

Test schedule 3

Quality conformance inspection requirements

Test Exam(l)rrlatlon
No.
0 test

Conditions of test
Refer to clause or sub-clause of IEC
Publication 255-7

IL

AQL

Performance
requirements

Requirements

Quality conformance inspection

Standard conditions for testing

Applicable to all tests unless otherwise specified

From Sub-clause 16.7 of IEC Publication
255-7 state

+ 1) atmospheric conditions
+ 2) properties of supply and connections
+ 3) cleaning and/or adjustment before test

4) fixing instructions
+ 5) application of these conditions

<

n

\

Gropip A inspection

Subtgroup A0
For

all tests in this sub-group

General cas pecigl cas
00%-tey IL: Il
QLYNON65.C0.25 ... 0.65

<

1 Viisual inspec- M 174. 1)and 2) Present and legible
tion, marking (\
2 Contact-circuit M State from 23.2: \\) Maximum contact-circuit
resistance + 1) freguencirof test volta resistance
meas{rement

3 D.C. coil resis-
tance

I\ N

Resistance limit(s) of the
coil(s)

4 Functw

ate from 24:
1) operate and release value, pre-
conditioning, polarity
5) test on new relays
+ 6) magnetic orientation
x_7) details of monitoring

Correct functioning

5 Dielectric test

M State from 20.2:

No breakdown, no flash-

1) method
3) pressurizing and cleaning

x 4) details of Method 3

1) terminals over
2) voltage parameters 4+ maximum leakage
3) duration current

6 Sealing M State from 31.2.2: Method 1:

no visible leakage
Methods 2 and 3:
maximum leakage rate

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

(Table continued on page 57)
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Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
o ou Se référer a Iarticle ou au paragraphe dela | NC |NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CEI
Sous-groupe Al NC: I
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA:04 .10 ...4
7 Humidité R Indiquer d’apres 32.4: I Aucune, mais essai
interne 1) valeur d’alimentation ultérieur comme
2) température mesure finale
8 Résistance du M 23.2 Essai n° (& I < lstance maximale du
circuit de tact
contact
9 Résistance de la M 19.1.3 Essai no (3 | . es)
bobine en e la
courant /\
continu
N
10 Impédance de M Indiquer d’aprés 19.3.3: \x \}mites de I'impédance ou
la bobine 1) méthode de la consomgnation
3) valeur d’alimentation \
+ 4) tension d’essai
+ 5) autre méthode (\ /\ \
. . . N W) .
11 Essais fonction- M 24 Essai 7° @ )\I/ Fonctionnemen{ correct
nels
12 Controle des i e I Limites des temps a
temps mesurer
+ durée des disfontinui-
tés a ignorer
13 Essa1 mécani Indiquer d’aprés 18.3: 1 Indiquer les résyltats
1) propriétés a verifier, méthodes d’essai exigeés
UsNgro e NC: S4
sais dg ce sous-groupe NQA:04..10..4
14 Ven tion gdes M Indiquer d’aprés 17.7: S4 Tolérances
dlmen S 1) dimensions
+ 2) lignes de fuite et distances dans air
Sous-groupe A3 NC: I
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA:04 .10 ..4
15 Controle visuel, M Indiquer d’aprés 17.7: 1T a) pas de bruit audible*
autre que + 3) conditions visuelles b) conditionnement, fini-
marquage + 4) agitation manuelie du relais (a) tion et exécution satis-
5) boitier correct (b} faisants
+  autres propriétés physiques (¢) ¢) indiquer les détails des
résultats

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

* Autre que le bruit normal de la structure
(Suite du tableau en page 58)
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TABLE V (continued)

Test Examination Conditions of test Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requirements
: test Publication 255-7 g
Sub-group Al 1L: 1
For all tests in this sub-group AQL:04 .10 ..4
7 Internal mois- R State from 32.4: I None, but subsequent test
ture 1) energization value to be performed as final
2) temperature measurement
8 Cpntact-circuit VI Z3.Z Test No. @) T MIAXITUM _CONtact-Circuit
resistance resxs nce
9 D.C. coil resis- M 19.1.3 Test No. ® I 1stance Wimits) of e
tance coyl(
10 Cpil impedance M State from 19.3.3: < > edance or burden
1) method m
3) energization value(s) ’\\\
+ 4) test voltage
+ 5) alternative procedure (7
N\ Vi
11 Fpnctional test M 24 Test No. @ Q@ < Q&) )\/) Correct functioning
12 Tlming tests R State from 25.3: I Limits of the times to be
1) mounting or position measured
izati + duration of discon-
tinuities to be ignored
13 Mechanical tate Tomz 8. 3 1 State required results
tests rop ties'tq befested, methods of test
Subigroup A2 IL: S4
For all@\ Wup AQL:04..10..4
14 Check of State from 17.7: S 4 Tolerances
dimensions 1) dimensions
%4 2) creepage distances and clearances
Sub-group A3 IL: 11
For all tests in this sub-group AQL:04..10..4
15 Visual inspec- M State from 17.7: i1 a) no audible noise*
tion, other + 3) visual conditions b) condition, finish and
than marking + 4) shaking of the relay (a) workmanship to be
3) correct housing (b) satisfactory
+  other physical properties (c) ¢) state details of results

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13.

* Except that due to the normal structure

( Table continued on page 59)
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Sous-groupe Bl

Pour tous les essais de ce sous-groupe

NC: S3

NQA: 0,4 ... }\

Essai Examen Conditions d’essai Limites des dérives
10 ou Se référer a Particle ou au paragraphe de la | NC {NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CEI
Sous-groupe A4 NC: S 4
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA:04..10..4
16 Reésistance M Indiquer d’aprés 22.2: S4 Valeur(s) minimale(s) de
d’isolement 1) bornes la résistance d’isolement
+ 2) tension de mesure
+ 3) temps de stabilisation
+7 Essai-de-rigidtte W20-2-Fssaino—9 S—4 Ni-perforattom ni
diélectrique nt
rant(de fluite maxi-
Groupe B

Les essals,de ce Jous-groupe
ont destfuctifs

18

Endurance
électrique (D)

R Indiquer d’aprés 41.3, 41.4, 41.5 ou\4l6\
suivant le cas:

(Cateégories 1, I, III)

es mesures; indiquer toutes les
conditions

(Categorie 0)

Indiquer d’aprés 41.4.2:

contact(s) a essayer

2) valeur d’alimentation

3) nombre de manceuvres a I'heure et
facteur de marche

4) nombre de manceuvres ou durée

%

Méthode 1:
nombre tolégé de
défauts, critgre de défaut

Méthode 2:
critére de défaut

Mesures finaleg:
valeurs minimales de la
résistance d’fsolement,
résistance maximale du
circuit de coptact,
indiquer les résultats

Nombre toléré|de défauts
le critére étapt:

5) Aébibtdllbc dbl 'v;lbuil dU bUllLaLL,
indiquer d’aprés 23.2:
(voir Essai n° (2)
+ 6) température
+ 7) mesures intermédiaires; indiquer
toutes les conditions

8) mesures finales

Essai n°

+ autres mesures finales; indiquer toutes -

les autres conditions

Reststameemaximale du

circuit de contact

Mesures intermédiaires:
indiquer les résultats
exigés

Mesures finales:
valeurs minimales de la
résistance d’isolement,
indiquer les résultats

exigés

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

( Suite du tableau en page 60)
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" TABLE V (continued)

endurance (D)

applicable:

(Categories I, II, III)
State from 41.3.2;
contact(s) to be tested

1) number of operatidgs or dutqtion

\( tegoM)
Statg from 41.4.2:
ontact(s) to be tested
2) “energization value
3) speed and duty factor

4) number of operations or duration
5) contact-circuit resistance,

Test Examination Conditions of test Performan
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL [AQL orma ie
’ test Publication 255-7 requirements
Sub-group A4 IL: S4
For all tests in this sub-group AQL:04..10..4
16 Insulation resis- M State from 22.2: S4 Minimum value(s) of
tance 1) terminals insulation resistance
+ 2) measurement voltage
+ 3) time to reading
17 Dielectric test M 20.2 Test No. (& S4 No breakdown, no
Hashover
+ maxinum leakage
Gropp B
Subtgroup Bl IL: S3
For|all tests in this sub-group AQL: 04 ... 15 ...65
18 Hllectrical R State from 41.3, 41.4, 41.5 or 41.6 as

Met:
alléwed number of fail-|
ures, criteria of failure

Method 2:
criteria of failure

d 1:

Final measurements:
minimum values of
insulation resistance,
maximum contact-
circuit resistance,
state required results

Allowed number of fail-
ures, the criteria of
failure being:

Maximum contact-circuit

state from 23.2:
(see Test No. (2)

+ 6) temperature

+ 7) intermediate measurements; state all
conditions

8) final measurements
Test No.
other final measurements; state all
conditions

+

resistance

Intermediate measure-
ments:
state required results
Final measurements:
minimum values of
insulation resistance,
state required results

Symbols and circled number:

s, see Clauses 12 and 13.

( Table continued on page 61)
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1) valeur d’alimentation

2) nombre de mancuvres

3) nombre de manceuvres a 'heure et
facteur de marche

4) résistance du circuit de contact,

Essai Examen o . Coqditions d'essai Limites des dérives
o ou Se référer a P’article ou au paragraphe dela | NC |NQA tolérées
essai Publication 255-7 de la CEl
18 Endurance (Catégorie 0, acceptation sans défaut) S3 Résistance maximale du
électrique (D) Indiquer d’apres 41.5.2: circuit de contact
(suite) contact(s) 4 essayer

bornes (D)
pour trac-
tion, pliage et
torsion

1) procédure(s) et charge(s)

finales sont ap

indiquer dapres 23.2:
(Essai no (2))
+ 5) mesures intermédiaires; indiquer intermgddiaires:
toutes les conditions les rdsultats
6) mesures finales :
Essai no /\ thimales de la
+  autres mesures finales; indiquer toutes :;]:lement,
les conditions \ er les rdsultats
\ exigés
\l{diquer tous leg résultats
\ exigeés
graphe 5.2.1.2
Sous-groupe B2
Pour tous les essais de ce sous-groupe
Ce sous-groupe contient des essais ddstructifs, in
19 Rémanence Limites de la valeur de
magnétique rémanence
+ durée des dis¢ontinui-
tés & ignorer
20 Chaunffernent R iquer d’apres 29.3: S3 Limites de I"échquffement
1Y montage
) valeur d’alimentation,
x  durée
x 3) matériau conducteur
+ 4) température
+ 5) charge de contact
24 Variations M Indiquer d’apres 30.3: S3 Aucune, mais le$ mesures
rapides de 2) paramétres de température finales sont agplicables
temperature, + 3) charge de contact
Meéthode 2
22 Soudabilité: M Indiquer d’apres 36.4: S3 Aucune, mais les mesures
Essai 1 (D) 1) méthode finales sont applicables
+ 2) procédure de vieillissement
23 Robustesse des M Indiquer d’aprés 35.3: S3 Aucune, mais les mesures

plicables

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

(Suite du tableau

en page 62)
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TABLE V (continued)

Examination Conditions of test
or Refer to clause or sub-clause of IEC iIL |AQL
test Publication 255-7

Performance
requirements

Test
No.

18 Electrical (Category 0, miss-free) S3 Maximum contact-circuit
endurance (D) State from 41.5.2: resistance

{ continued) contact(s) to be tested

1) energization value

2) number of operations
3) speed and duty factor

4) contact-circuit resistance,
state from 23.2:
(Test No. ()
+ 5) intermediate measurements; state all
conditions

6) final measurements
Test No.
+  other final measurements; state all
conditions

For 41.6 (extended assessment) state all
information required in I E C Publicati
255-0-20, Sub-clause 5.2.1.2

PN
% S Wuired results

S
£

Sub-group B2
For all tests in this sub-group
This sub-group contains destructive tests as m

19 Magnetic rema- Limits of remanence valug
nence + duration of discon-
tinuities to be ignored
20 Temperaty, Limits of temperature risg
rise
+
5) contact load
21 Rapid change M State from 30.3: S3 None, but final measure-
of/tem- 2) temperature parameters ments apply
perature. 4+ 3) contact load
Method 2
22 Solderability, M State from 36.4: S3 None, but final measure-
Test 1 (D) 1) method ments apply
+ 2) ageing procedure
23 Robustness of M State from 35.3: S3 None, but final measure-
terminals (D) 1) procedure(s) and load(s) ments apply
for pull, bend
and twist

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13. ( Table continued on page 63)
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courant
continu

résistance du
circuit de
contact

autres mesu-
res finales

23.2 Essai n° (2

+ Indiquer toutes les condjtio s\/ 6

Essai Examen Conditions d'essai Limites des dérives
10 ou Se référer a Particle ou au paragraphe de la | NC {NQA tolérées
essat Publication 255-7 de la CEl
Mesures finales Indiquer les conditions appropriées et les prescriptions de fonctionnement applicables aux
essais ci~dessus, d’aprés les suivantes:
24 - contrble Indiquer d’aprés 17: Méme a) présent et lisible
visuel + 3) conditions visuelles NQA que | b) condition 4 remplir
propriétés a vérifier pour ¢) critére de corrosion
a) marquage et identification ’essai d) critére de mouillage
b boitier correct ci-dessus
X L) bUllUbiU[l
x d) mouillage par I'alliage de soudure
~ résistance 22.2 Essai no eur( imimgle(s) de
d’isolement la Y¢sistahce dlisolement
~ résistance de 19.1.3 Essai n° (® Limi (s)\%‘?} sistance
la bobine en e latdes)*bob ne(s)

1stance maximale du
cxrcult de contact

Indiquer les résultats

exiges

Sous-groupe B3

Pour tous les essais de ce sous-group: .25
25 Collage de S3 Limite du temps [de
contact reldchement
+ durée des discpntinui-
tés a ignorer
ontrole (NC) et les niveaux de qualité acceptable (NQA) ne sont donnés ici que comnie guide.

¢ NC et de NQA, la spécification particuliére doit indiquer pour chaque sous-groupe:

circuit de
contact

1) Pén essais
2)“Nombre elais a essayer
3) /Nombre permis de défectueux
Sous-groupe 1 PE~ S5 yvx T =groupe
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA:04 ...15..65 est destructif (D)
26 Endurance élec- R Essai n° (3 S2 Essai n° (9
trique
Sous-groupe C2 NC: S 3
Pour tous les essais de ce sous-groupe NQA: 04 ...1,0 ... 4
27 Résistance du M 23.2 Essai n° (2) S3 Résistance maximale du

circuit de contact

Abréviations et nombres cerclés: voir articles 12 et 13.

(Suite du tableau en page 64)
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TABLE V (continued)

Test Examination Conditions of test . Performance
No or Refer to clause or sub-clause of IEC IL |AQL requirements
: test Publication 255-7 d
Final measure- State the appropriate conditions and performance requirements applicable to the tests
ments above, from the following:
24 — visual inspec- State from 17: Same a) present and legible
tion + 3) visual conditions AQL as b) condition to be satis-
properties to be checked for the factory
a) marking and identification test above | ¢) corrosion index
b) correct housing d) wetting index
X _¢) corrosion
x d) solder wetting
— |insulation 22.2 Test No. me m value(s) of|
resistance igsula 10(r*re{1sta €
~|d.c. coil 19.1.3 Test No. ® ce himit(sShof th
resistance < col s)
— [contact- 23.2 Test No. @ ifnum oontact circuit
circuit \ resistanc
resistance
— |other final + State all conditions \/ M‘equired results
measure- >
ments (\ N

Subigroup B3 I&: S 3 \/
For|all tests in this sub-group AQL: 0.1\, 065 .25

25 Cpntact stick-
ing

Limit of release time
+ duration of discon-
tinuities to be ignored

Gro

IL i erc only as a guide. Instead of IL and AQL values, the detail specification shall indicate
for ¢ :

1) H

2) ]
3) Wumbker of defectives allowed
Subigroup Cl1 IL: S2 The test of this sub-group
For all tests in this sub-group AQL:04 ... 15 ...65 1s destructive (D)
26 Electrical R Test No. 3 S2 Test No. @@
endurance
Sub-group C2 IL: S 3
For all tests in this sub-group AQL:04..10..4
27 Contact-circuit M 23.2 Test No. @ S3 Maximum contact-circuit
resistance resistance

Symbols and circled numbers, see Clauses 12 and 13. ( Table continued on page 65)
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